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ZARZ:ADZEN[E NR 28
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR
z dnia 26 marca 1996 r.

w sprawie wprowadzenia przepisoéw metrologicznych o plytach pomiarowych.

Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sie, co nastepuje:

§ 1. Wprowadza sig przepisy metrologiczne o ptytach pomiarowych, stanowiace zatacznik do niniejszego
zarzadzenia.
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§ 2.

§ 3.

§ 1.1.

§ 2.1.

Przepisy metrologiczne okreslaja wymagania, jakim powinny odpowiadaé plyty pomiarowe
podlegajace kontroli metrologicznej, warunki wiasciwego ich stosowania oraz okresy waznosci
dowodéw kontroli metrologicznej.

Zarzadzenie wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Prezes
- Giéwnego Urzedu Miar

Krzysztof Mordzinski

Zalacznik do zarzgdzenia nr 28
Prezesa Gléwnego Urzedu Miar
z dnia 26 marca 1996 r. (poz. 34)

PRZEPISY METROLOGICZNE O PLYTACH POMIAROWYCH

Postanowienia ogélne

Przepisy dotycza plyt pomiarowych Zeliwnych i granitowych, zwanych dalej ,, i”, uzywanych
jako plaszczyzny odniesienia przy pomiarach dhigoéci i kata, do sprawdzania doktadnosci
powierzchni plaskich oraz przy pracach traserskich.

. Ustala si¢ cztery klasy doktadnosci plyt: 0, 1, 2, 3.

. Odchylenie od plaskosci powierzchni pomiarowej plyty jest to najmniejsza odleglosé pomigdzy

dwiema rownoleglymi paszczyznami, migdzy ktérymi moze byé zawarta powierzchnia pomiarowa.

Material, konstrukcja i wykonanie

Plyta zeliwna powinna byé wykonana z drobnoziarnistego zeliwa szarego lub stopowego,
Jednorodnego, wolnego od jam i $ladéw korozji.

- Twardo$¢ powierzchni pomiarowej plyty zeliwnej powinna wynosié co najmnie;j:

1) 180 HB - dla klasy dok}adnosci 01 1,
2) 150 HB - dla klasy dokladnosci 2 i 3.

. Plyta granitowa powinna by¢ wykonana z drobnoziarnistego granitu o jednakowej strukturze.
§ 3.1.

Plyty przedstawione sa na rysunkach:

1) zeliwna:
Powierzchnia pomiarowa Powierzchnia baczna Grubosé pivty
/
| : 1

o L ,

d e Grubosé
- catkowita

(14] l\f [\’ f\l
L -
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2) pgranitowa:
Powierzchnia pomiarowa  Powierzchnia boczna
¢/
j .
r
=l = Grubodé
\ catkowita
@ A y A
L
2. Plyty moga by¢ prostokatne lub kwadratowe.
§ 4. Zalecane wymiary plyt podane sg w tablicy:
Ksztalt plyty Wymiary
mm X mmn
160 x 100
250 x 160
400 x 250
prostokatny 30 x 400
1000 x 630
1600 x 1000
2000 x 1000
2500 = 1600
250 = 250
kwadratowy 400 x 400
630 % 630
1000 = 1000
§ 5. Sztywnos¢ plyty o wymiarach 400 mm x 250 mm i wigkszych powinna by¢ taka, aby ugiecie
wywolane obcigzeniem skupionym, przylozonym w srodku powierzchni pomiarowej plyty, nie
przekraczato 1 pm na 200 N.
§ 6.1. Plyta powinna by¢ wsparta na trzech podporach, trwale zwigzanych z piyta.
2. Plyta o wymiarach powyzej 1000 mm x 630 mm powinna mie¢ dodatkowo podpory zabezpie-
czajace.
3. Dopuszcza sig, aby plyta nie miala podpor, tylko trwale oznaczenie miejsc podparcia.
§ 7.1. Powierzchnia pomiarowa plyty zeliwnej powinna by¢ wykoficzona przez skrobanie lub szlifowanie.

. Powierzchnia pomiarowa plyty granitowej powinna by¢é wykoficzona przez docieranie tak, aby nie

nastgpowalo przywieranie plytki wzorcowe;.

. Dopuszcza si¢ wykonczenie powierzchni pomiarowej plyt granitowych klasy dokfadnosci 2 i 3 przez

szlifowanie.
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§ 9

§10.1.

2.

. Na powierzchniach pomiarowej i bocznych plyty nie powinno by¢ rys, peknieé, wykruszen i innych

uszkodzen utrudniajacych postugiwanie sig plyta.

. Wszystkie krawedzie i naroza powmny mie¢ zaokraglenie o promlemu €0 najmniej 2 mm lub Sciecie

faza o szeroko$ci 2 mm pod katem 45°,

Oznaczenia

Na powierzchni bocznej plyty powinny byé wykonane trwate oznaczenia:

1} nazwa lub znak wytworcy,
2) klasa doktadnosci.

Charakterystyki metrologiczne
Udzial powierzehni nosnej plyty zeliwnej skrobanej powinien wynosié co najmniej:
1} 20 % calej powierzchni pomiarowe;j — dla klasy doktadnosci 0,

2) 15 % calej powierzchni pomiarowej — dla klasy doktadnosci 1,
3) 10 % calej powierzchni pomiarowe;j — dla klas doktadnosci 2 i 3.

- Wierzchotki nieréwnosci powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, a udziat powierzehni nosnej

powinien by¢ taki, aby nie nastgpowato przywieranie plytki wzorcowej do plyty.

. Odchylenie od plaskosci calej powierzchni pomiarowej plyty nie pOWmno przekraczaé wartosci
podanych w tablicy:

Klasa dokladnoéci
Ksztalt plyty Wymiary plyty 0 ! 2 3
Odchylenie od ptaskosci catej powierzchni pomiarowej

mm X mm pin
160 x 100 3 6 12 25
250 x 160 3,5 7 14 27
400 x 250 4 8 16 32
prostokatny 630 x 400 5 10 20 39
1000 = 630 6 12 24 49
1600 x 1000 8 16 33 66
2000 x 1000 9.5 19 38 - 75
2500 x 1600 11,5 23 46 92
250 x 250 3.5 7 15 - 30
kwadratowy 400 =< 400 4.5 9 17 34
630 x 630 5 10 21 42
1000 x 1000 7 14 28 56

Odchylenie -od ptaskosci powierzchni pomiarowej czastkowej o wymiarach 250 mm x 250 mm,
znajdujacej si¢ w dowolnym miejscu powierzchni pomiarowej plyty, nie powinno przekraczaé
wartosci podanych w tablicy:
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§12.1.

§13.1.

Klasa doktadnosci Odchylenie od ptaskogci powierzchni czastkowej
pm
0 3,5
i 7
2 15
3 30

. Odchylenia od plaskosci podane w ust. 1 i 2 nie dotycza strefy obrzeza o szerokosci nie

przekraczajacej 2 % wymiaru B plyty, nie wigkszej niz 20 mm; Zaden punkt tej strefy nie powinien
wystawaé ponad powierzchni¢ phyty.

. Dla plyty pomiarowej o dlugosci przekatnej mniejszej niz 354 mm okreslane jest tylko odchylenie

od plaskoéci calej powierzchni pomiarowe;.

Odchylenie od plaskosci calej powierzchni pomiarowej plyty, ktdrej wielkos$é rozni si¢ od podanej
w § 4, nie powinno przekraczaé wartosci obliczonych wedlug wzoru:

A=¢l+c, ,

gdzie:
A — wartos¢ liczbowa odchylenia od ptaskosci calej powierzchni pomiarowej plyty
WYrazonego w um,
l — warto$§é¢ liczbowa dlugosci przekatnej plyty wyrazonej w mm i zackraglonej do
najblizszych 100 mm,

¢, ¢, — wspdlczynniki liczbowe zalezne od klasy doktadnosci plyty.

. Wartos¢ wspotczynnikow ¢, i ¢, podano w tablicy:

Klasa dokfadnosci plyty Warto$¢ wsp6lczynnika
[ 1 C2
0 0,003 2,5
1 0,006 5.0
2 0,012 10,0
3 0,024 20,0

. Warto$ci odchylefi od plasko$ci calej powierzchni pomiarowej plyty wyznaczone wedlug ust. 1

powinny byé zaokraglane do:
1) 0,5 um - dla klasy doktadnosci 0,
2) 1 um - dla pozostalych klas doktadnosci.

Warunki wtasciwego stosowania
Phyta powinna byé:
1} chroniona przed zarysowaniami lub innymi uszkodzeniami mechanicznymi oraz
namagnesowaniem i korozja,

2) przechowywana w miejscu czystym i suchym, a jej powierzchnia pomiarowa powinna by¢
zabezpieczona przez przykrycie pokrowcem lub pokrywa,
3) wypoziomowana i pewnie wsparta.
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§14.1.

. Podpory zabezpieczajace powinny byé doprowadzone do zetkni¢cia z podiozem bez wplywu na

wypoziomowanie ptyty lub tak, aby uzyskaé jak najmniejsze odchylenie od plaskoéci powierzchni
pomiarowej.

. Powierzchnia pomiarowa plyty powinna byé wykorzystana réwnomiernie; nie dopuszcza sig

punktowego styku z powierzchnia pomiarowa plyty.

. Plyta zeliwna powinna by¢:

1) przed uzyciem oczyszczona ze $rodka ochronnego,

2) po uZyciu przemyta rozpuszczalnikiem i pokryta cienka warstwa zmywalnego srodka ochron-
nego.

. Plyta granitowa powinna by¢ okresowo wycierana z kurzu i innych mozliwych zanieczyszczefi za

pomoca $rodka do przemywania granitu.

Dowody kontroli metrologicznej

Dowodem kontroli metrologicznej plyty, zgloszonej do uwierzytelniania na wniosek zaintereso-
wanego, jest $wiadectwo uwierzytelnienia.

. Termin, do ktérego plyty zatwierdzonego typu moga by¢ wprowadzone do obrotu lub uzytkowania,

okreslony jest w decyzji o zatwierdzeniu typu.

35

. ZARZ'ADZENIE NR 29
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR
Z dnia 26 marca 1996 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji sprawdzania plyt pomiarowych.

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sie, co nastepuje:

§ 1.

§ 2.

§ 3.

Wprowadza sig instrukcje sprawdzania plyt pomiarowych, stanowiacq zalacznik do niniejszego
zarzadzenia. '

Instrukcja sprawdzania okresla metody sprawdzania zgodnosci wlasciwoéci plyt pomiarowych
z wymaganiami przepisow metrologicznych o ptytach pomiarowych, wprowadzonych zarzadzeniem
nr 28 Prezesa Gléwnego Urzedu Miar z dnia 26 marca 1996 r. (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr 7,
poz. 34), zwanych dalej ,,przepisami o ptytach”.

Zarzadzenie wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia.
Prezes
Gléwnego Urzgdu Miar
Krzysztof Mordziviski
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Zalgcznik do zarzadzenia nr 29
Prezesa Gléwnego Urzedu Miar
z dnia 26 marca 1996 r. (poz. 35)

INSTRUKCJA SPRAWDZANIA PLYT POMIAROWYCH

Przedmiot sprawdzania
§ 1. Instrukcja dotyczy sprawdzania plyt pomiarowych zeliwnych i granitowych, zwanych dalej
»plytami”. '
Przyrzady pomiarowe i urzadzenia pomocnicze
stosowane do sprawdzania
§ 2.1. Do sprawdzania plyty potrzebne sg:
1) przyrzad do sprawdzania sztywnosci plyty przedstawiony na rysunku:

s
{ -
e
/

_ -
zd EIE 3

1 - sprawdzana plyta, 2 - ramig przyrzadu do sprawdzania sztywnodci plyty, 3 - dwie podpory przesuwane i regulowane,
4 - podpora pomocnicza stala, 5 - czujnik pomiarowy z dzialka elementarng o wartosei 1 tm, 6 - oddzielny wspornik,
na ktérym ustawia si¢ obciazniki, 7 - obcigzniki.

2) obciazniki o takiej masie, aby ugiecie plyty spowodowane obciazeniem nie przekraczalo
polowy wartosci odchylen od plaskoéci podanych w § 11 ust. 1 przepiséw o plytach; masa
obciaznikdw nie powinna przekraczac wartosci podanych w tablicy:

) Klasa dokladnosci
Kzialt pyty Wymiary plyty o | t | 2 | 3
Masa obeigmikéw
mm % mm kg
400 x 250 40 80 160 320
630 x 400 50 100 200 390
prostokatny 1000 x 630 60 120 240 490
1600 x 1000 80 160 320 500
2000 x 1000 95 190 380 500
2500 x 1600 115 230 460 500
400 x 400 45 90 170 340
kwadratowy 630 x 630 50 100 210 420
1000 x 1000 70 140 460 500
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3) twardo$ciomierz Brinella,

4) plyta pomiarowa kontrolna o:
a) wymiarach co najmniej 250 mm x 250 mm, lecz nie wigkszych niz 630 mm x 400 mm,
b) klasie dokladnosci wyzszej od klasy doktadnosci plyty sprawdzane;,
c} klasie dokladnosci O dla plyty sprawdzane;j klasy doktadnosci 0,

5) farba plakatowa lub olejna (zaleca si¢ kolor niebieski),

6) plytka szklana majaca na powierzchni o wymiarach 50 mm x 50 mm siatke 400 kwadratow,

7)  przymiar kreskowy sztywny lub koficowo-kreskowy sztywny o zakresie pomiarowym réwnym
co najmniej dlugosci przekatnej plyty,
8) do ustawiania zwierciadta plaskiego lub poziomnicy:

a) mostek pomiarowy ze statymi podporami w ksztalcie watkéw lub z wahliwymi podporami
o ptaskich powierzchniach oporowych przedstawiony na rysunku:

Miejsce, na ktérym nalezy ustawié
zwierciadio lub poziomnice

Zamocowanie
/ wahliwe podpory
S5 S

t/10 |

7N
\

£A0

Walki o dlugosci 25 mm

¢ - odleglos$¢ miedzy watkami lub wahliwymi podporami; réwna odleglo$ci migdzy punktami pomiarowymi zgodnie
z § 10 ust. 7.

pozostate wymagania — jak dla linialtéw sinusowych o szerokosci 25 mm i odleglosci
miedzy watkami réwnej 100-mm albo
b) liniat sinusowy z watkami o dtugosci 25 mm i odlegtosci miedzy nimi réwnej 100 mm,
9) dwie plytki podporowe do ustawiania linialu powierzchniowego,
10) uchwyt do mocowania czujnika przedstawiony na rysunku:

1 - liniat powierzchniowy, 2 - koficowka pomiarowa kulista (stata), 3 - czujnik pormniarowy z koficéwka pomiarows
kulista, 4 - sprezyny plaskie, 5 - podstawa czujnika, 6 - plyta sprawdzana.
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2. Zaleznie od klasy dokladno$ci i wymiaréw plyty oraz metody zastosowanej do wyznaczania
odchylenia od plaskosci powierzchni pomiarowej plyty potrzebne sa przyrzady pomiarowe
i urzadzenia pomiarowe pomocnicze podane w tablicy:
Klasa Wymiary plyty . | Metoda wyznaczania Przyrzady pomiarowe i urzadzenia pomocnicze
dokladnosci odchylenia od plaskosci
plyty mm x mm powierzchni pomiarowej
Z zastosowaniem 1) interferometr laserowy z rozdzielczo$cia co najmniej
interferometru 0,1 pm i wyposazeniem do pomiaru plaskosci
laserowego
0 od 160 x 100 . . X
do 2500 x 1600 1) %u;og}':'olunator z dziatka elementarng o wartosci
2) zwierciadlo ptaskie, ktdrego odchylenie od plaskosci
z zastosowaniem nie przekracza 0,06 pm
autokolimatora 1) autokolimator z dzialks clementarna o wartosci 1",
2) zwierciadto plaskie, ktdrego odehylenie od ptaskogci
1,2 nic przekracza 0,12 pm
od 250 x 250 Z zastosowaniem 1} poziomnica z dziatka elementarng o wartodei
do 2500 x 1600 poziomnicy 0,01 mm/m
1) linial powicrzchniowy klasy dokladnogci 0
z zastosowaniem linjatu | i dlugo$ci réwnej co najmniej dlugosei przekatne;
powierzchniowego )
i czujnika pomiarowego |2) czujnik pomiarowy z dziatka elementarna o wartosci
1 pm i sferyczng koficdwky pomiarowa
2 od 160 x 100 D liniat ierzehni klasy doktadnosci 0
do 2500 x 1600 ) o ) liniat powierzehniowy klasy do nosci )
2 zastosowaniem linialu i dlugodci réwnej co najmniej dhugosci przekatnej
powierzchniowego piyty,
i plytek wzorcowych | 2) plytki wzorcowe klasy doktadnosci 0
o stopniowaniu co 0,001 mm i 0,01 mm
: 1) autokolimator z dzialtka elementarng o wartoéci 2,
z zastosqwamem 2) zwierciadlo plaskie, ktérego odchylenie od ptaskosci
autokolimatora .
nie przekracza 0,12 pm
od 250 x 250 Z zastosowaniem 1) poziomnicaz dziatka elementarng o warto$ci
do 2500 x 1600 poziomnicy 0,02 mm/m
1) liniat powierzchniowy klasy doktadnosci 1
3 Z zastosowaniem linialu i dlugodci réwnej co najmniej dhugosci przekatnej
powicrzchniowego phyty,
od 160 x 100 i czujnika pomiarowego |2) czujnik pomiarowy z dzialks elementarna o warto$ci
do 2500 = 1600 2 um i sferycza koficowka pomiarows
1) liniat powierzchniowy klasy dokladnosci 1
z zastosowaniem liniatn i dlugosci rownej co najmniej diugosci przekatnej
powierzchniowego plvty,
i plytek wzorcowych |2) plytki wzorcowe klasy doktadnosci 0
o stopniowaniu co 0,01 mm
3. Do wyznaczania odchylenia od plaskoéci powierzchni pomiarowej plyty mozna stosowal inne
przyrzady pomiarowe i urzadzenia pomocnicze niz wymienione w ust. 2, jezeli odpowiadajg one pod
wzgledem doktadnosci metodom podanym w tablicy.
Warunki sprawdzania
§ 3.1. Sprawdzanie plyt nalezy przeprowadzaé w nastgpujacych warunkach:

1) pomieszczenie, w ktorym dokonuje si¢ sprawdzania, powinno by¢ jasne, czyste, odizolowane

od wstrzasow,

2)
3)

temperatura powietrza w pomieszczeniu powinna wynosi¢ (20 + 1) °C,

wilgotnos¢ wzgledna powietrza w pomieszczeniu nie powinna przekraczac 80 %.
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§ 4.

§ 5.

§ 6.

§ 7.

§ 8.1.

. Przed przystapieniem do sprawdzania nalezy:

1) powierzchnie pomiarowa plyty Zeliwnej przemyé odpowiednim rozpuszczalnikiem i nastepnie
wytrze¢ do sucha czysta $ciereczka, _

2) powierzchnig pomiarows plyty granitowej wytrze¢ z kurzu i innych zanieczyszczen, najlepiej
za pomoca, specjalnego $rodka do przemywania granitu, i nastgpnie wytrze¢ do sucha czysta
Sciereczka,

3) ustawi¢ plyt¢ w miejscu sprawdzania, _

4) wypoziomowaé plyte stosujac poziomnice z dziatka elementarng o wartosci 0,02 mm/m.

. Sprawdzana plyta oraz przyrzady pomiarowe stosowane do sprawdzania powinny si¢ znajdowac

w warunkach podanych w ust. 1 i w ust. 2 pkt 3 i 4 co najmniej przez 12 godzin.

. Plyty o wymiarach 1000 mm x 630 mm i wigksze powinny by¢ sprawdzane bezposrednio na miejscu

ich stalego uzytkowania.

Przebieg sprawdzania
Spfawdzanic p-lyty obejmuje nastgpujace czynnosci:
1)  ogledziny zewngtrzne,
2) sprawdzenie materiaty, konstrukcji i wykonania,
3) sprawdzenie charakterystyk metrologicznych,
4} ustalenie klasy dokladnosci plyty.

Ogledziny zewnetrzne
Podczas ogledzin zewngtrznych nalezy sprawdzié, czy:
1) oznaczenia na ptycie sa zgodne z wymaganiami § 9 przepisow o plytach,
2) na powierzchni pomiarowej plyty nie ma rys, peknieé, poréw, wykruszen, wiraced innych
materialéw oraz innych uszkodzen, ktdre utrudniatyby postugiwanie sig¢ piyta,
3) na powierzchni pomiarowej plyty zeliwnej nie ma sladow korozji,
4) na powierzchniach bocznych plyty nie ma pgknieé,
5) krawedzie plyty nie sg ostre,

6) plyta zeliwna nie jest namagnesowana; plyte wykazujaca wiasciwosci magnetyczne nalezy
odmagnesowac.

Sprawdzanie materiatu, konstrukeji i wykonania

Nalezy sprawdzi¢, czy material, konstrukcja i wykonanie plyty odpowiadaja wymaganiom § 2 ust. 1
i3 oraz § 3,4, 6,718 ust. 2 przepisow o plytach.

Twardoé¢ powierzchni pomiarowej plyty zeliwnej nalezy sprawdzié¢ za pomocg twardosciomierza
Brinella, post¢pujac zgodnie z instrukcja obshugi przyrzadu.

Sztywnoéé plyty o wymiarach 400 mm x 250 mm i wigkszych nalezy sprawdzi¢ za pomoca
przyrzadu do sprawdzania sztywnodci ptyt oraz obcigznikéw, okreslajac ugiecie pltyty wywolane
obcigzeniem przytozonym w $rodku jej powierzchni pomiarowe;j.

Przyrzad do sprawdzania sztywnosci plyty nalezy ustawi¢ na plycie wzdhuz jej przekatnej i odczytac
wskazanie czujnika pomiarowego stykajacego si¢ z plyta, a nastgpnie ponownie odczytaé wskazanie
czujnika po obciazeniu plyty.

3. Réznica wskazan czujnika pomiarowego jest ugigciem plyty wywotanym obcigzeniem.
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§ 9.1.

§10.1.

Sprawdzanie charakterystyk metrologicznych

Sprawdzanie udzialu powierzchni nosnej plyty zeliwnej skrobanej
W celu sprawdzenia udzialu powierzchni nosnej plyty zeliwnej skrobanej nalezy:

1) powierzchnie pomiarowsg plyty kontrolnej pokryé bardzo cienka i rownomierna warstwa farby,

2) powierzchnie¢ pomiarowg plyty kontrolnej, przygotowana wedlug pkt 1, przylozyé do
sprawdzanej powierzchni pomiarowe] plyty i przesuwaé w réznych kierunkach, aby nastapito
pokrycie farba wypuklych powierzchni no$nych sprawdzanej powierzchni pomiarowej,

3) na powierzchnig¢ pomiarowa plyty, ktéra zostala pokryta farba, potozy¢ plytke szklana z siatka
400 kwadratow,

4) obserwowaé po kolei kazdy kwadrat siatki i zsumowac liczb¢ kwadratéw (do dziesigtych
czgsci), pod ktorymi znajduja si¢ zafarbowane wierzchotki sprawdzanej powierzchni,
a nastgpnie otrzymang sume podzieli¢ przez cztery.

. Wartos¢ otrzymana wedlug ust. 1 pkt 4 jest procentowym udziatem powierzchni nosnej badanego

fragmentu powierzchni plyty.

. Czynnosci opisane w ust. 1 pkt 3 i 4 nalezy powtdrzy¢ w kilku miejscach powierzchni pomiarowe)

sprawdzanej plyty.

. Jako udzial powierzchni nosnej plyty zeliwnej skrobanej nalezy przyja¢ najmniejsza z otrzymanych

wartosci.

Wyznaczanie odchylenia od ptaskosci calej powierzchni pomiarowej

Odchylenie od plaskosci calej powierzchni pomiarowej plyty nalezy Wyznaczyé jedng z metod
podanych w § 2 ust. 21 3.

Metody wymienione w § 2 ust. 2 s3 metodami posrednimi, ktore opieraja si¢ na wyznaczeniu
odchylen od prostoliniowosci dla poszczegdlnych przekrojow plyty, tworzacych jedna z siatek
pokazanych na rysunku:

. Liczba przekrojow (linii pomiarowych), wzdtuz ktérych nalezy dokonaé pomiaru odchylen od

prostoliniowosci, moze byé zwigkszona w stosunku do liczby przekrojow przyjetych dla siatek
podanych w ust. 2.

. Minimalng liczb¢ punktow pomiarowych dla przekrojow rownolegtych do bokow plyty nalezy

przyjaé zgodnie z tablica:
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Dhugosé boku plyty Liczba punktéw pomiarowych
100 - 3
160 3
250 3
400 5
630 5
1000 7
1600 9
2000 11
2600 11

§11.1.

§12.1,

. Minimalna liczba punktéw pomiarowych dla przekrojéw przekatnych ptyty powinna byé zwiekszona

o dwa punkty pomiarowe w stosunku do liczby tych punktéw, przyjetych zgodnie z ust. 4 dla
dhuzszego boku plyty.

Liczba punktéw pomiarowych wzdtuz kazdego przekroju powinna byé nieparzysta, aby uzyskaé
wspdiny punkt pomiarowy dla przekrojéw przechodzacych przez srodek plyty.

Zaleca sig, aby odleglosci + migdzy punktami pomiarowymi byly takie same dla kazdego
z réwnoleglych przekrojow plyty.

. Przy tworzeniu siatki punktéw pomiarowych nalezy uwzglednié strefy obrzeza wedtug § 11 ust. 3

przepiséw o phytach.

Na podstawie uzyskanych odchyled od prostoliniowosci dla ustalonych przekrojéw plyty. nalezy
utworzy¢ model matematyczny sprawdzanej powierzchni i odniesé poszczegdlne punkty tej
powierzchni do plaszczyzny odniesienia.

Plaszczyzna ‘odniesienia powinna by tak usytuowana, aby odlegloéci punktow sprawdzane;j
powierzchni od niej mialy najmniejsza warto$é,

. Jako odchylenie od plaskosci plyty nalezy przyjaé odleglosé pomigdzy dwiema réwnoleglymi

plaszczyznami, jednoczesnie réwnoleglymi do plaszczyzny odniesienia, migdzy ktérymi zawarta jest
powierzchnia pomiarowa sprawdzanej plyty.

Podczas analitycznego lub komputerowego wyznaczania odchylenia od plaskosci plyty dopuszcza
si¢ stosowanie plaszczyzny $redniej jako plaszczyzny odniesienia.

Wyznaczanie odchylenia od plasko$ci powierzchni pomiarowej czastkowej

Odchylenie od plaskoéci powierzchni pomiarowej czastkowej nalezy wyznaczyé dla ptyty o diugosci
przekatnej réwnej co najmniej 354 mm, stosujac metode za pomoca ktorej wyznaczono odchylenie
od plaskosci calej powierzchni pomiarowej plyty.

Minimalna liczba punktéw pomiarowych wzdtuz linii réwnoleglych i przekatnych przyjetej siatki
powinna wynosi¢ odpowiednio 71 9.

. Odchylenie od plasko$ci powierzchni pomiarowej czastkowej nalezy wyznaczyé w kilku miejscach

plyty, polozonych dowolnie.

Odchylenie od ptasko$ci powierzchni pomiarowej czastkowej nalezy dodatkowo wyznaczyé
w miejscach, w ktérych ocenia si¢ — na podstawie ogledzin zewngtrznych lub wyznaczenia
odchylenia od plaskosci catej powierzchni pomiarowej plyty ~ ze odchylenia od ptaskosci moga
przekracza¢ wartosci podane w § 11 ust. 2 przepiséw o plytach.

. Jako odchylenie od plaskosci powierzchni pomiarowej czastkowej nalezy przyjaé najwicksza

z otrzymanych wartoéci wedhig ust.1-4.
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§13.1.

§14. .

§15.

Ustalanie klasy dokiadnoéci plyty
Na podstawie otrzymanych wynikéw sprawdzenia nalezy ustali¢ klas¢ dokladnosci plyty.

. Jezeli jedna z charakterystyk metrologicznych kwalifikuje plyte do nizszej klasy dokladnosci,

wlwczas t¢ wlasnie klase ustala si¢ dla danej plyty.

Zakres sprawdzania

Sprawdzania wymienione w § 7, 8 i 12 moga by¢ pominigte podczas kontroli metrologicznych
innych niz zatwierdzanie typu.

Dokumentowanie wynikéw sprawdzenia
Wyniki sprawdzenia plyty nalezy odnotowaé w zapisce sprawdzania, ktéra powinna zawierad
cO najmniej: '
1) numer zgloszenia,
2) dane identyfikacyjne zglaszajacego,
3) typ plyty i numer identyfikacyijny,
4) udzial powierzchni nosnej plyty zeliwnej skrobanej,
5) odchylenie od plaskosci catej powierzchni pomiarowej,
6) odchylenie od plasko$ci powierzchni pomiarowej czastkowe;,
7)  klase dokladnosci plyty,
8) date sprawdzenia,
9) nazwisko sprawdzajacego.

36

ZARZ’.ADZENIE NR 30
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR
z dnia 26 marca 1996 r.

w sprawie wprowadzenia przepiséw metrologicznych o autokolimatorach.

Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sig, co nastgpuje:

§ 1.

§ 2.

Wprowadza si¢ przepisy metrologiczne o autokolimatorach, stanowiace zatacznik do niniejszego

zarzadzenia.

Przepisy metrologiczne okreslaja wymagania, jakim powinny odpowiadaé autokolimatory podle-
gajace kontroli metrologicznej, warunki wlasciwego ich stosowania oraz okresy waznosci dowodéw
kontroli metrologiczne;j.
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§ 3. Zarzadzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Prezes
Gléwnego Urzedu Miar

Krzysztof Mordzinski

Zalacznik do zarzgdzenia nr 30
Prezesa Gléwnegoe Urzedu Miar
z dnia 26 marca 1996 r. {poz. 36)

PRZEPISY METROLOGICZNE O AUTOKOLIMATORACH

Postanowienia ogélne

g 1. ' Przepisy dotycza autokolimatordw z odczytem ' analogowym i cyfrowym, zwanych dalej
»autokolimatorami”, o zakresach pomiarowych od 0' do 40" i dzialkach elementamych od 0,1" do 5",
sthuzacych do pomiaru matych katéw, badania prostoliniowosci i plaskosci powierzchni.

Materlal konstrukt:ja i wykoname

§ 2.1 Materlai i konstrukc]a autokolimatora powinna zapewnia¢ jego czeSciom taka sztywnosé, aby
odksztalcenia wystgpujace w warunkach normalnej pracy przyrzadu nie wplywaly uysmme na
doktadno$¢ pomiaru.

. Ruchome czesei autokolimatora powinny sie przesuwac lekko 1 plynnie bez wyczuwalnych luzéw.
- Czgsci optyczne powinny by¢ pozbawione zanieczyszczen oraz skaz ntrudniajacych obserwacje.

. Kreski podziatek i wskazéwek powinny‘mieé jednakows szeroko$é.

1 I LT B

Obraz znaku autokolimacyjnego, kreski podziatki oraz oznaczenia cyfrowe powinny byé widoczne
jednakowo ostro przy tym samym ustawieniu okularu. '

Oznaczenia
§ 3. Na autokolimatorze powinny by¢ wykonane trwale 6znaczenia:
1) znak Wytwéfcy,
2) numer identyfikacyjny,
3) zakres pomiarowy,

; ‘ 4)  wartosé dziatki elementarnej.

Charakterystyki métrologiczne

§ 4. Odchylenie od réwnoleglosci kresek obrazu znaku autokolirhacyjnego wzgledem kfesek podziatki
minutowej Iub kresek wskazdéwki nie powmno przekraczaé wartoscl dziatki elementarnej
sprawdzanego autokohmatora : :

§ 5. Bledy wskazah autokolimatora w calym zakresie pomiarowym nie powinmny przékraczaé granic
bledéw dopuszczalnych podanych w tablicy:
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Wartoé¢ dziatki elementarnej Granice blgdéw dopuszezalnych
autokolimatora wskazan autokolimatora
0,1" =1,5"
0,25" : ’ *+1,5"
0’ 5 " +2"
] L : :‘:2"
4" E ﬂ:s"
5" ) '-‘1:5 "

§ 6.
§ 7.

§ 8.

§ 9.1.

Histereza pomlarowa nie powinna przekracza¢ wartosci dziatki elementarnej autokolimatora.

Niestabilnosé wskazan wskaznika wychylowego autokolimatora fotoelektrycznego w ustalonym
polozeniu powierzchni odbijajacej nie powinna przekraczaé wartosci jego dziatki elementarnej.

‘Warunki wlasciwego stosowania

Autokolimator po uZytkowaniu powinien byé przechowywany w warunkach zapewniajqc&ch
ochrone przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Dowody kontroli metrologicznej

Dowodem kontroli metrologicznej autokolimatora, zgloszonego do uwierzytelnienia na wniosek
Zainteresowanego, jest §wiadectwo uwierzytelnienia. '

. Termin, do ktérego autokolimator zatwierdzonego typu moze byé wprowadzany do obrotu lub

uzytkowania, okreslony jest w decyzji o zatwierdzeniu typu.

37

ZARZADZENIE NR 31
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR
z dnia 26 marca 1996 r.

w sprawie wprowadzenia instrukeji sprawdzania autokolimatoréw.

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sie, co nastgpuje: :

§ 1.

§ 2.

§ 3.

Wprowadza si¢ instrukcje sprawdzania autokolimatorow, stanowiaca zatacznik do niniejszego
zarzadzenia.

Instrukcja sprawdzania okresla metody sprawdzania zgodnosci wlasciwosci autokolimatoréw z wy-

maganiami przepiséw metrologicznych o autokolimatorach, wprowadzonych zarzadzeniem nr 30

Prezesa Gléwnego Urzedu Miar z dnia 26 marca 1996 r. (Dz. Urz. Miar i Probiemictwa Nr 7,
poz. 36), zwanych dalej ,,przepisami o autokolimatorach”.

Zarzadzenie wchodzi w Zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Prezes
Gléwnego Urzgdu Miar

Krzysztof Mordzifiski
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§ 1.

§ 2.

§ 3.1.

§ 4.

§ 5.

Zatgeznik do zarzgdzenis nr 31
Prezesa Gléwnego Urzedu Miar
Z dnia 26 marca 1996 r. (poz. 37)

INSTRUKCJA SPRAWDZANIA AUTOKOLIMATOROW

Przyrzady pomiarowe i urzadzenia pomocnicze
stosowane do sprawdzania

Do sprawdzania autokolimatoréw potrzebne sa;
1) egzaminator (linial tangensowy) lub
2) kliny optyczne spelniajace wymagania podane w tablicy:

Kat klina optycznego | Blad graniczny kata klina Odchylenie od plaskosci
optycznego powierzchni pomiarowej klina
15" +0,07"
30" +0,10" .
1' +0,20" 0,03 pm
10 +0,50" '
20 +1,00"

3) plytki wzorcowe klasy doktadnosci 1,
4) zwierciadlo plaskie,
5) pflaska ptytka interferencyjna klasy doktadnosci I.

Warunki sprawdzania

Przed sprawdzaniem powierzchnie optyczne obiektywu i okulara autokolimatora powinny byé
przemyte spirytusem i wytarte niepylacq $ciereczka.

Autokolimator powinien by¢ sprawdzany w temperaturze (20 + 1) °C.

Temperatura autokolimatora oraz przyrzadéw pomiarowych stosowanych do jego sprawdzania

powinna si¢ utrzymywad na poziomie ustalonym w ust. 1 przez co najmniej 3 godziny przed
rozpoczeciem sprawdzania.

. Obiektyw autokolimatora powinien by¢ oslonigty przed $widtlem pochodzacym ze Zrédet

zewnetrznych.

Zwierciadlo plaskie powinno staé jak najblizej obiektywu autokolimatora.

. Blok elektroniczny autokolimatora fotoelekirycznego powinien byé wlaczony odpowiednio

wczesniej zgodnie z zaleceniami wytworcy.

Przebieg sprawdzania
Sprawdzanie autokolimatora obejmuje:
1) ogledziny zewnetrzne,
2) sprawdzanie charakterystyk metrologicznych.
QOgledziny zewnetrzne
Podczas ogledzin zewnetrznych nalezy sprawdzié:

1) czy pod wzglegdem materiatu i wykonania autokolimator odpowiada wymaganiom przepiséw
o autokolimatorach,

2) poprawnosé oznaczen.
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Sprawdzanie charakterystyk metrologicznych

Sprawdzanie réwnolegtosci Kresek znaku autokollmacyjnego
wzgledem kresek podziatki

§ 6.1. Odchylenie od réwnoleglodci kresek znaku autokolimacyjnego wzgledem kresek podziatki lub
wskazéwki nalezy sprawdzié¢ w nastepujacy sposéb:

1) ustawi¢ kolejno gorny i dolny koniec kreski znaku autokolimacyjnego odbitego od plaskiego

2

zwierciadla na kreske podziatki lub wskazowki, jak pokazano na rysunku:
znak autokolimacyjny -

kreska podziatki

odchylenie od
réwnoleglodci

odczyta¢ dwa wskazania autokolimatora.

2. Jako odchylenie p od réwnoleglosci kresek znaku autokolimacyjnego wzglgdem kresek podzw.}kl lub
wskazéwki przyjmuje si¢ réznice wskazan przy nastawieniu kreski podziatki lub wskazéwki na
dolny i nastepnie gorny koniec kreski znaku autokolimacyjnego.

Wyznaczanie bledéw wskazan autokolimatora

§ 7.1. Bledy wskazan autokolimatora mozna wyznaczyé za pomocy egzaminatora, klindw optycznych lub
innych przyrzadéw np. interferometrem laserowym.

2. Podczas stosowania egzaminatora nalezy zmieniaé jego kat pochylenia podstawiajac plytki
wzorcowe lub obracajac srubg mikrometryczna. Bledem wskazaf jest réznica miedzy wskazaniem
autokolimatora a katem pochylenia egzaminatora. Egzaminator i sprawdzany autokolimator powinny
by¢ ustawione na wspdlnej podstawie. Pomiary nalezy wykonaé w co najmniej pigciu punktach
réwnomiernie roztozonych w calym zakresie pomiarowym.

3. Biedy wskazan autokolimatoréw, ktérych $rednica czynna obiektywu przekracza 40 mm, moga byé
wyznaczone za pomoca klinéw optycznych w nastgpujacy sposéb:

1)

2)

3)

4

5)

przed obiektywem autokolimatora nalezy ustawié klin optyczny o znanym kacie, przywarty do
plaskiej plytki interferencyjnej; kat klina optycznego powinien byé w przyblizeniu réwny
zakresowi pomiarowemu autokolimatora, '

plytke interferencyjna nalezy ustawié tak, aby o$ optyczna autokolimatora byta prostopadta do
jej powierzchni pomiarowej,

w polu widzenia autokolimatora powinny by¢ widoczne dwa obrazy znaku autokolimacyjnego,
jeden od powierzchni pomiarowej plytki interferencyjnej, drugi od powierzchni pomiarowej
klina optycznego,

roznica wskazait odpowiadajacych dwom polozeniom obrazéw znaku autokolimacyjnego
stanowi wskazanie autokolimatora,

jako blad wskazan nalezy przyjac réznice miedzy wskazaniem autokolimatora a wartoscia kqgta
klina optycznego.



poz. 37i38 DZIENNIK URZEDOWY MIAR I PROBIERNICTWA Nr 7/96 214

§ 8.

Wyznaczanie histerezy pomiarowej

Histerezg pomiarowa stanowi §rednia arytmetyczna roznic z co najmniej pigciu wskaza#h autokolima-
tora, odczytanych przy naprowadzaniu z dwéch przeciwnych kierunkéw znaku autokolimacyjnego
odbitego od zwierciadta plaskiego na t¢ sama kreske podziatki lub wskazdwki.

Wyznaczanie niestabilnoéci wskaZnika wychylowego

§ 9.1. Niestabilnos¢ wskaznika wychylowego nalezy sprawdzié obserwujac ruch wskazéwki przy

§10.

ustalonym polozeniu zwierciadta wzgledem obiektywu autokolimatora.

. Za niestabilnos¢ wskaznika wychylowego nalezy przyja¢ najwigksze wychylenie jego wskazéwki po

uptywie 30 sekund od poczatku obserwacji.

Dokumentowanie wynikéw sprawdzenia
Wyniki sprawdzenia autokolimatora nalezy odnotowaé w zapisce sprawdzenia. Zapiska sprawdzenia
powinna zawiera¢ co najmnie;j:
1) numer zgloszenia,
2) dane identyfikacyjne zglaszajacego,
3) nazwe i numer identyfikacyjny przyrzadu,
4) bledy-wskazan,
5) histereze pomiarowa,
6) date sprawdzenia,
7) nazwisko sprawdzajacego.

38

/ ZENIE NR 32
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR
Z dnia 26 marca 1996 r.

w sprawie wprowadzenia przepiséw metrologicznych o poréwnawczych wzorcach
chropowatosci powierzchni obrabianych.

Na podstawie art. 8§ pkt 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sie, co nastepuje:

§ 1.

§ 2.

Wprowadza si¢ przepisy metrologiczne o poréwnawczych wzorcach chropowatosci powierzchni
obrabianych, stanowiace zalacznik do niniejszego zarzadzenia.

Przepisy metrologiczne okreslaja wymagania, jakim powinny odpowiadaé poréwnawcze wzorce
chropowatosci powierzchni obrabianych podlegajace kontroli metrologicznej, warunki whasciwego
ich stosowania oraz okresy waznosci dowodéw kontroli metrologiczne;j.
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§ 3.

§ 1.1

§ 2.

§ 3.

§ 4.1.

Zarzadzenie wechodzi w Zzycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia.
Prezes

Gléwnego Urzedu Miar
Krzysztof Mordzinski

Zalgcznik do zarzgqdzenia nr 32
Prezesa Gléwnego Urzedu Miar
z dnia 26 marca 1996 r. (poz. 38)

PRZEPISY METROLOGICZNE O POROWNAWCZYCH WZORCACH

CHROPOWATOSCI POWIERZCHNI OBRABIANYCH

Postanowienia ogdlne

Przepisy dotycza poréwnawczych wzorcéw chropowatodci powierzchni obrabianych, zwanych dalej
»~wzorcami”, stosowanych do poréwnawczej oceny chropowatosci powierzchni metoda wzrokowa
lub dotykowa.

Wzorce odtwarzaja chropowato§é powierzchni wediug ciagu stopniowania parametru R,, ktory
powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni.
Chropowatos¢ powierzchni. Wartoéci liczbowe parametrow.

. Wzorce odtwarzaja strukture geometryczna typowa dla okreslonego sposobu obrébki.

. Definicje parametréw chropowatosci powierzchni stosowanych w niniejszych przepisach sg okres-

lone w:

1) PN-87/M-04256/02 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatos¢ powierzchni. Termi-
nologia ogdlna,

2) PN-89/M-04256/04 Struktura geometryczna powierzchni. Falisto§é powierzchni. Terminologia.

Materiat, konstrukcja i wykonanie

Wzorce moga by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, stali szybkotnacej, weglikéw spiekanych, brazu,
duralu.

Powierzchnie pomiarowe wzorcow powinny mie¢ wymiary co najmniej:
1) (30 x 20) mm w przypadku wzorcéw o warto$ci nominalnej parametru R, < 6,3 mm,
2) (40 x 20) mm w przypadku wzorcéw o wartosci nominalnej parametru R, = 6,3 pm.

Wzorce powinny byé kompletowane wedlug rodzaju materialu, sposobu obrébki i wartodci
parametru R, .

. Dopuszcza si¢ wspolng oprawg dla kilku wzorcow.

§ 5.1

Kierunkowo$é i charakter struktury geometrycznej powierzchni pomiarowej wzorca powinny by¢
typowe do sposobu obrébki jaki odtwarza wzorzec.

Rozmieszczenie $ladéw obrobki powierzchni pomiarowej, odpowiadajacej réznym sposobom
obrébki, oraz ksztalt powierzchni pomiarowej wzorcdw podano w tablicy:
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3. W przypadku jednokierunkowej struktury §lady obrébki powinny by¢ réwnolegte do krétszych
krawedzi ograniczajacych powierzchni¢ pomiarowa wzorca.

§ 6.

Rozmieszczenie §ladéw obrobki Sposob obrébki Ksztalt powierzchni pomiarowej
powierzchni pomiarowej
toczenie powierzchni walcowy wypukly
zewngtrznych
toczenie powierzchni walcowy wklgsty
Prostoliniowe wewnetrznych
frezowanie walcowe plaski
struganie plaski
plaski,
szlifowanie obwodem 4ciernicy | walcowy wypukly,
walcowy wklgsly
L toczenie czolowe plaski
Promieniowe - -
frezowanie czolowe plaski
Promieniowe frezowanie czolowe plaski
skrzyzowane szlifowanie czotem $ciernicy phaski
clektroerozja plaski
Bez ukienunkowania Srutowanie sferyczne i katowe | plaski
piaskowanie plaski
N . plaski,
Wielokierunkowe polerowanic walcowy wypukly

Sposab obrébki powierzchni

Warto§¢ nominalna parametru R,

Dhtugoé¢ odcinka elementarnego

pomiarowej
pm mm
0,025; 0,05; 0,1; 0,2 0,25
Szlifowanie 0.4: 0.8; 1,6 0.8
3,2 2,5
. 04; 0,8, 1,6 0,8
Toczenie
3,2; 6,3; 125 2,5
04; 0,8 0,8
Frezowanie 1.6; 3,2 2.5
6,3; 12,5 8.0
0.8; 1,6 0,8
Struganic 32; 63 2,5
12,5; 25,0 2,0
. 0,4; 0.8; 1,6 0,8
Elektroerozja
3,2, 6,3; 12,5 2,5
o . 0.2; 0,4; 0.8, 1,6 0,8
Srutowanie i piaskowanie
3,2, 6,3; 12,5; 25,0 2.5
0,006; 0,0125; 0,025 0,08
Polerowanie 0,05; 0,1 0,25
0,2 0.8

Promief krzywizny powierzchni pomiarowej wypuklej lub wkigstej wzorca powinien sig zawieraé
w granicach od 20 mm do 40 mm. ‘

Warto$é nominalna parametru R, wzorca dla okreslonego sposobu obrébki powierzchni pomiarowej
oraz dhugosé odcinka elementarnego / stosowanego przy wyznaczaniu wartosci Sredniej tego
parametru podano w tablicy:
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§ 7.1.

§ 8.1.

Dopuszcza si¢ inne wartoéci nominalne parametru R, wzorcéw, wybrane z ciagu wartosci wedlug
PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni. Wartosci licz-
bowe parametréw, takie aby stosunek nastepujacych po sobie wartosci tych. parametréw dla
wzorcOw przedstawiajacych t¢ sama obrébke wynosit 1:2.

. Dlugosé¢ odcinka elementarnego / do sprawdzania wzorcow wymienionych w ust. 1 powinna odpo-

wiada¢ wymaganiom normy PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatosé
powierzchni. Wartosci liczbowe parametréw. '

Sredni odstep chropowatosci S, powierzchni pomiarowej wzorca powinien byé co najmniej pigé
razy mniejszy od odpowiedniej dlugosci odcinka elementarnego / podanego w § 6.

. Maksymalna wysokos¢ profilu falistosci W, powierzchni pomiarowej wzorca nie powinna

. przekraczaé 20 % wartoSci parametru R,, dla tej powierzchni.

§ 9.1.

§10.1.

§11.

§12.

Powierzchnia pomiarowa wzorca nie powinna wykazywaé przerw w ciaglosci struktury w postaci
peknigé, pecherzy, odpryskéw, poréw, rys oraz innych uszkodzen mechanicznych widocznych
gotym okiem i utrudniajgcych ocen¢ chropowatosci tej powierzchni.

. Dopuszcza si¢ wystepowanie poréw charakterystycznych dla danego materialu; pory te nie powinny

przeszkadzac przy ocenie chropowatosci powierzehni.

. Slady korozji sg niedopuszczalne.

Wzorzec powinien by¢ nienamagnesowany.

Oznaczenia
Na wzorcu — poza jego powierzchniq pomiarowa — powinny by¢ wykonane co najmniej nastgpujace
trwate oznaczenia:
1) nazwa lub znak wytworcy,
2) rodzaj materiatu,
3) sposéb obrobki, _
4) nominalna wartos¢ parametru R, w im; moze by¢ pominigty symbol R, i oznaczenie jednostki.

Jezeli wzorzec ma dodatkowo oznaczenia wartosci nominalnych innych parametréw chropowatosci
powierzchni, to oznaczenia te powinny zawiera¢ symbole tych parametréw i oznaczenie jednostki.

. Oznaczenie rodzaju materiatu i sposobu obrobki moze si¢ znajdowaé na etykietce dolaczonej do

WZOrca.

Ch\arakterystyki metrologiczne

Warto$é rednia parametru R, powinna by¢ wyznaczona na podstawie pomiaréw wartoéci parametru
R_ na dziesigciu réwnomiernie roztozonych odcinkach pomiarowych.

Wzgledne odchylenie § warto$ci $redniej parametru R, od wartoSci nominalnej powinno si¢ za-
wiera¢ w granicach podanych w tablicy:
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Wegledne odchylenie dwartosci sredniej parametru R,
Sposéb obrébki powierzehni pomiarowe; 0d wartosoi nominalnef
%

Szlifowanie
Toczenie -17< 8< +10
Frezowanie
Struganie
Elektroerozja

L. . -17£85< +12
Srutowanie i piaskowanic
Polerowanie

§13.1. Wzgledne odchylenie srednie kwadratowe s; parametru R, dla odcinka pomiarowego zawierajacego
pieé odeinkéw elementarnych (7= 5), nie powinno przekracza¢ wartosci dopuszezalnych podanych

w tablicy:
Wartosci dopuszezalne wzglednego odchylenia
Sposdb obrébki powierzchni Sredniego kwadratowego 5; parametru R, dla odcinka
pomiarowe; pomiarowego zawierajacego pie¢ odcinkéw
elementarnych

%
Szlifowanie 9
Toczenie 4
Struganie

3

Frezowanic walcowe
Frezowanie czolowe 9
Elektroerozja

12

Srutowanic i piaskowanie

" Polerowanie

2. Dopuszcza si¢ przeprowadzenie pomiaréw na odcinku pomiarowym zawierajacym inng liczbe #
odcinkéw elementarnych (n= 1+6).

3. Warto$¢ dopuszczalng wzglednego odchylenia §redniego kwadratowego s, parametru R, (w %),
zalezna od liczby 7 odcinkéw elementarnych, nalezy obliczy¢ wedlug wzoru:

/5
Sp =55 e

. gdzie s; nalezy przyja¢ zgodnie z ust. 1 (tablica).

Warunki wtasciwego stosowania
§14. Wzorzec powinien byé:

1)  przed uzyciem oczyszczony ze Srodka ochronnego,
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§15.1.

2) po uzyciu przemyty odpowiednim rozpuszczalnikiem i pokryty cienka warstwa zmywainego
$rodka ochronnego,

3) chroniony przed zarysowaniem, korozja lub innego rodzaju uszkodzeniem,
4) przechowywany w futerale, w miejscu czystym i suchym.

Dowody kontroli metrologicznej

Dowodem kontroli metrologicznej wzorca, zgloszonego do uwierzytelnienia na wniosek
zainteresowanego, jest §wiadectwo uwierzytelnienia. )

Termin, do ktérego wzorzec zatwierdzonego typu moze by¢é wprowadzony do obrotu lub
uzytkowania, okreslony jest w decyzji o zatwierdzeniu typu.

39

ZARZADZENIE NR 33
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR
z dnia 26 marca 1996 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji sprawdzania poréwnawczych wzorcow
chropowatosci powierzchni obrabianych.

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sig, co nastepuje:

§ 1.

§ 2.

§ 3.

Wprowadza si¢ instrukcje sprawdzania poréwnawczych wzorc6w chropowatosci powierzchni
obrabianych, zwanych dalej ,,wzorcami”, stanowiaca zatacznik do niniejszego zarzadzenia.

Instrukcja sprawdzania okre§la metody sprawdzania zgodno$ci wiasciwosci poréwnawczych
wzorcéw chropowatosci powierzchni obrabianych z wymaganiami przepiséw metrologicznych
o pordwnawczych wzorcach chropowatosci powierzchni obrabianych, wprowadzonych zarzadze-
niem nr 32 Prezesa Gléwnego Urzedu Miar z dnia 26 marca 1996 r. (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa
Nr 7, poz. 38), zwanych dalej ,,przepisami o wzorcach poréwnawczych”.

Zarzadzenie wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Prezes
Gléwnego Urzedu Miar

Krzysztof Mordziriski
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§ 1.

§ 2.1.

§ 3.

§ 5.

§ 4.1.

§ 6.1.

.Zalyernik do zarzadzenia nr 33
Prezesa Gléwnego Urzedu Miar
z dnia 26 marca 1996 r. (poZ- 39)

INSTRUKCJA SPRAWDZANIA POROWNAWCZYCH WZORCOW
CHROPOWATOSCI POWIERZCHNI OBRABIANYCH

Przyrzady pomiarowe i urzadzenia pomocnicze
stosowane do sprawdzania
Do sprawdzania wzorcéw potrzebne sa:
1) profilografometr stykowy,
2) suwmiarka,
3) mikroskop pomiarowy,

4) lupa o powigkszeniu co najmniej o$miokrotnym.

Warunki sprawdzania

Pomieszczenie, w ktérym dokonuje sig sprawdzania, powmno by¢ dobrze oswietlone, czyste,
odlzolowane od wstrzasow.

. Temperatura powietrza w. pomieszczenin powinna Wyﬁosié (20 £ 5) °C.

- Przed przystapieniem do sprawdzania nalezy wzorzec, a w szczegdlnosci jego powierzchnig¢ pomia-

rowa, starannie .przemy¢ rozpuszczalnikiem za pomocq, migkkiego pedzelka i wytrze¢ do sucha
czysta smerecqu irchowa.

Przebieg sprawdzania
Sprawdzanie wzorca obejmuje:
1) ogledziny zéWn@tlme,
2) sprawdzeﬁie wykonania,

' 3) sprawdzenie cha:akterystyk metrolo gicznych;

Qgledziny zewngtrzne

Podezas ogl@dzm zewnqtmnych nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem materiatu i poprawnosm
oznaczen wzorzec odpowiada wymaganiom przepiséw o wzorcach poréwnawczych.

. W przypadku kompletu wzorcéw nalezy sprawdzié, czy zawiera on wszystkie wzorce stanowigce

komplet.

Wzorce, ktore zamiast oznaczenia wartosci nominalnej parametru R, maja oznaczenia wartosci
nominalnej innego monnahzowanego parametru chropowatosci, nalezy wywzorcowaé, tzn. nalezy
wyznaczy¢ dla nich odpowiednia nominalng warto$é parametru R,

Sprawdzanie wykonania

Sprawdzanie kierunkowos$ci i charakteru geometrycznej struktury powierzchni
pomiarowej wzorca

Kierunkowo$¢ i charakter geometrycznej struktury powierzchni pomiarowej wzorca nalezy
sprawdzi¢ dokonujac ogl¢dzin §ladéw obrébki za pomoca lupy.
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§ 7.1.

§ 8.

§ 9.

§10.

. Kierunkowos¢ i charakter struktury geometrycznej odtwarzanej przez wzorzec powinny byc zgodne

z wymaganiami § 5 przepiséw o wzorcach poréwnawczych.

. W przypadku struktur réwnolegtych nalezy sprawdzié, czy slady obrébki sg réwnolegle do krétszych

krawedzi ograniczajacych powierzchnie pomiarowa wzorca.

Sprawdzanie Wymiaréw powierzchni pomiarowej wzorca

Wymiary powierzchni pomiarowej wzorca nalezy okreslié za pomoca suwmiarki.

. W przypadku wzorca z powierzchnig pomiarowa wypukla lub wklgsla nalezy sprawdzi¢ za pomoca

mikroskopu pomiarowego, c¢zy promien krzywizny tej powierzchni jest zgodny z wymaganiami
§ 5 ust. 4 przepiséw o wzorcach poréwnawczych.

Sprawdzanie charakterystyk metrologicznych

Czynnoéc.i przygotowawcze N
Przed przystapieniem do sprawdzania wzorca nalezy przygotowaé profilografometr stykowy:

1) promien zaokraglenia ostrza odwzorowujacego gltowicy pomiarowej profilografometru styko-
wego nalezy dobra¢ — w zaleZznosci od sposobu obrébki i wartosci nominalnej parametru R,
sprawdzanej powierzchni wzorca — tak, aby zapewnié wlasciwe odwzorowanie nieréwnosci
przez to ostrze (dla powierzchni gladszych stosuje sie mniejszy promiefi zaokraglenia ostrza),

2) promien krzywizny §lizgacza profilografometru stykowego w plaszczyznie pomiaru powinien
by¢ rébwny co najmniej 50-krotnej dhugosci odcinka elementarnego !,

3) dopuszcza si¢ przeprowadzenie pomiaru bez stosowania §lizgacza (samym ostrzem odwzo-
rowujacym), jezeli niemozliwe jest spelnienie warunku podanego w pkt 2,

4) zakres pomiarowy profilografometru stykowego nalezy dobra¢ w zaleznosci od nominalnej
warto$ci parametru R, sprawdzanego wzorca zgodnie z instrukcja obstugi przyrzadu,

5) warto$¢ granicznej dhugosci fali ,,cut-off” filtru 2 RC lub filtru z korekcja fazy nalezy ustalic
tak, aby byta réwna zastosowanej do pomiaru dhugosci odcinka elementarnego / (zgodnie z § 6
- przepiséw o wzorcach por6wnawczych), a nastepnie przyja¢ dtugos¢ odcinka pomiarowego /,.

Sprawdzany wzorzec nalezy ustawi¢ na stoliku pomiarowym profilografometru stykowego tak, aby
mozliwe bylo zachowanie odpowiedniego kierunku pomiaru i aby powierzchnia pomiarowa wzorca
byla réwnolegta do kierunku przesuwu wzdhiznego glowicy.

Odcinki pomiarowe nalezy usytuowac tak, aby pomiary byly przeprowadzane w kierunku zapewnia-
jacym otrzymanie najwigkszych wartosci parametru, to jest przy strukturze:

1) jednokicrunkowej prostoliniowej (toczenie, struganie, frezowanie czolowe) lub wielokie-
runkowe]j promieniowej (szlifowanie czofowe) ~ kierunek pomiaru powinien byé prostopadly
do $ladéw obrobki, :

2) jednokicrunkowej dla powierzchni, na ktorej prostopadle do sladéw posuwu narzedzia
uwidoczniaja si¢ nierdwnoséci o wysokosci tego samego rzedu co $lady posuwu (frezowanie
walcowe) — nalezy wybraé ten spo$réd dwoch kierunkéw pomiaru prostopadlych do
nieréwnosci jednego i drugiego typu, dla ktorego wyznacza si¢ wigksza wartos$¢ parametru,

3) krzyzujace]j sie, jezeli jeden z kierunkdw §ladéw obrébki dominuje tworzac wyraznie wigksze
nieréwnoéci {frezowanie czolowe) — kierunek pomiaru powinien by¢ prostopadly do tego
kierunku; jezeli $lady obrobki wykazuja w obu kierunkach wysoko$¢ wymiarowo zblizona,
nalezy przyjaé kierunek pomiaru wzdtuz dwusiecznej kata rozwartego skrzyzowania si¢ sladow
obrébki,

" 4)  wielokierunkowej nieuporzadkowanej i punktowej bezkierunkowej (elektroerozja, piasko-

wanie, polerowanie) — mozna przyja¢ dowolny kierunek pomiaru.
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§11.1. Odcinki pomiarowe przyjete do pomiaru powinny by¢ réwnomiernie roztozfwna calej powierzchni

. . . . AT .
pomiarowej wzorca zgodme rA rysunklem: : #ALGEF AL
l?! L -
. .'-ﬁ" wf
|
|
|
.
| I ——————————

2. Jezeli wymagana dlugo$é odcinka elementarnego wzorca wynosi 8 mm, schemat roziozenia
odcintkéw pomiarowych powinien byé zgodny z rysunkiem:

b

§12.1. Parametry R, oraz S, i W, nalezy zmierzyé na dziesigciu wybranych odcinkach powierzchni
pomiarowej wzorca oraz odnotowaé wyniki pomiaru z podaniem promienia zaokraglenia ostrza
- odwzorowujacego, dhugosci odcinka elementarnego / i pomiarowego /.

2. Aby sprawdzi¢, czy Wyznaciona wartosé parametru W, wzorca odpowiada wymaganiom § 8 ust. 2
przepiséw o wzorcach poréwnawczych, nalezy wyznaczyé dodatkowo wartosé parametru R_ zgodnie |
zust. 1. ' '

Wyznaczanie warto$ci $redniej parametru R, oraz S, iw,
powlerzchni pomiarowej wzorca

§13.1. Warto$¢ srednia parametru R, wzorca dla calej powierzchni pomiarowej, wyrazona w [m, nalezy
wyznaczyé wedlug wzoru:

9
% Rai
Re="157
gdzie R, , — warto§¢ parametru R, dla i-tego miejsca pomiarowego (i = 1, 2,..,10), w pm.
2. Warto$¢ srednig parametru S, (w mm) i W,; {w um) i R_(w um) nalezy obliczy¢ analogicznie.

Okreélanie wzglednego odchylenia § wartosci Sredniej parametru R,
od wartosci nominalnej

§14. Wzgledne odchylenie & wartosei R, , od wartosci nominalne; R, ., nalezy okresli¢ wediug wzoru:

5:#&‘.&&.10{)%_

O

y
ul. 1
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§15.

§16.

§17.

Okre$lanie wzglednego odchylenia éredniego kwadratowego s,
parametru R,

Wzgledne odchylenie $rednie kwadratowe s, parametru R,, okreslajace niejednorodnoséé
chropowatosci powierzchni pomiarowej wzorca, nalezy okresli¢ wedtug wzoru:

1 |
gdzie:

R, — warto$¢ Srednia parametru R, w pm,
R,; — wartos¢ parametru R, dla i-tego miejsca pomiarowego (i =1, 2,...,10), w um.

Zakres sprawdzania

Sprawdzanie wymiar6w powierzchni pomiarowej wzorca zgodnie z § 7 oraz wyznaczanie wartoéci
$redniej parametru S_ i W,_ zgodnie z § 8 — 13 mozZna pommqé podczas kontroli metrologicznych
innych niz zatwierdzanie typu.

Dokumentowanie wynikéw sprawdzenia
Wyniki sprawdzenia kompletu wzorcéw lub pojedynczego wzorca chropowatosci powierzchni
nalezy odnotowaé w zapisce sprawdzenia, ktéra powinna zawieraé co najmniej:
1) numer zgloszenia,
2) dane identyfikacyjne zglaszajacego,
3) nazwe i numer identyfikacyjny wzorca,
4) wartos¢ Srednia parametru R, powierzchni pomiarowej wzorca,
5) wzgledne odchylenie & wartosci Sredniej parametru R, od wartoéci nominalne;j,
6) wzgledne odchylenie $rednie kwadratowe s, parametru R,,
7) dat¢ sprawdzenia,
8) nazwisko sprawdzajacego.

40

ZARZADZENIE NR 34
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR
Z dnia 26 marca 1996 r.

w sprawie wprowadzenia przepiséw metrologicznych o mikroskopach podwéjnych
do pomiaru chropowatosci powierzchni.

Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sig¢, co nastgpuje:
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§ 1. Wprowadza si¢ przepisy metrologiczne o mikroskopach podwéjnych do pomiaru chropowatosci
powierzchni, stanowiace zalacznik do niniejszego zarzadzenia.

§ 2. Przepisy metrologiczne okreslaja wymagania, jakim powinny odpowiadaé mikroskopy podwojne do
' pomiaru chropowatoéci powierzchni, podlegajace kontroli metrologicznej, warunki wlasciwego ich
stosowania oraz okresy waznosci dowodéw kontroli metrologiczne;j.

§ 3. Zarzadzenie wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Prezes
Gléwnego Urzedu Miar

Krzysztof Mordziniski

Zalgeznik do zarzadzenia nr 34
Prezesa Glownego Urzedu Miar
z dnia 26 marca 1996 r. (poz. 40)

PRZEPISY METROLOGICZNE O MIKROSKOPACH PODWOINYCH
DO POMIARU CHROPOWATOSCI POWIERZCHNI

Postanowienia ogéine

§-1. ' Przepisy dotycza mikroskopéw podwéjnych do pomiaru chropowatosci powierzchni, dzialajacych na

- zasadzie przekroju $wietlnego (typu Linnika lub Schmaltza), zwanych dalej »mikroskopami”,

uzywanych do pomiaru parametru R_, R, i S (definicje parametréw wedhg PN-87/M-04256/02
Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$é powierzehni. Terminologia ogélna).

Konstrukcja i wykonanie
§ 2. Rozroznia sig mikroskopy:

1) Linnika lub Schmaltza - starego typu, z odczytem wskazan dokonywanym w polu widzenia
okularu, przedstawionym na rysunku:

oraz z odczytem wskazan na bgbnie mikrometrycznym,
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§ 3.1.

§ 4.1.

§ 5.

§ 6.
§ 7.1.

§ 8.

§ 9.1.

2) Schmaltza - nowego typu, z odczytem wskazah dokonywanym w polu widzenia okularu,
przedstawionym na rysunku:

oraz dodatkowo z mozliwoscia zastosowania do pomiaru obrazu cieni linii réwnoleglych
odwzorowujacych profil.

Mikroskop powinien mie¢ wymienne pary obiektyw6w o powigkszeniach umozliwiajacych pomiar:
1) parametru R, w zakresie co najmniej od 0,5 pm do 63 um,
2) parametru §:

a) od 0,002 mm do 1,6 mm za pomoca okularowego urzadzenia odczytowego,

b) do 12,5 mm za pomoca $rub mikrometrycznych stolika pomiarowego.

- Srednica pola widzenia mikroskopu, w zaleznosci od zastosowanej pary obiektyw6w, powinna mie¢

zakres od 0,3 mm do 2,5 mm.

Mikroskop powinien byé wyposazony we wzorzec kreskowy o zakresie pomiarowym 1 mm
i wartosci dzialki elementarnej 0,01 mm, stuzacy do wyznaczania wartosci dziatki elementarne;
podziatki okularowego urzadzenia odczytowego.

. Blad odleglosci dowolnej kreski od kreski poczatkowej specjalnego wzorca kreskowego nie

powinien przekracza¢ +1 pm.

Okular obserwacyjno-odczytowy mikroskopu powinien mie¢ odpowiedni zakres regulacji ostrosci,
zapewniajacy uzyskanie ostrego obrazu kresek urzadzenia odczytowego.

Oswietlacz powinien zapewniaé réwnomierne oswietlenie szczeliny lub wiazki linii réwnolegtych.

Obraz szczeliny, wigzki linii réwnolegtych oraz powierzchni sprawdzanej powinien byé ostry.

. Obrzeza obrazu szczeliny lub linie obserwowane w okularze powinny byé prostoliniowe i réwno-

legle.

Elementy optyczne nie powinny mie¢ nalotéw, zadrapan, pecherzy i rozklejen utrudniajacych
obserwacje. :

Stolik mikroskopu powinien mie¢ mozliwo$¢:

1)  obrotu wokét osi pionowej,

2) przesuwu w dwu prostopadtych kierunkach, dokonywanego za pomoca $rub mikrometrycznych
o zakresie pomiarowym co najmniej (0 + 13) mm i wartoéci dziatki elementarnej 0,01 mm.
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§10.

§11.1.

§12.1.

§13.1.

§14.1.

. Stolik mikroskopu powinien sig charakteryzowaé:

1} taka chropowato$cia powierzchni pomiarowej, aby wartosé ‘parametru R, nie przekraczala
0.4 wm,

2) odchyleniem od plaskosci powierzchni pomiarowej nie przekraczajacym 6 pm.

Ozmnaczenia liczbowe i kreski okularu obserwacyjno-odczytowego oraz stolika mikroskopu powinny

byé trwale, poprawne i czytelne.

Ruchy przesuwnych i obrotowych czesci i zespolkéw mikroskopu poWinny by¢ plynne, bez wyczu-
walnych luzdéw i zacie¢.

. Sruby zaciskowe i zaciski powinny umozliwia¢ tatwe i pewne unieruchamianie przesuwnych oraz

obrotowych czgsci i zespolow mikroskopu.

. Sruba do nastawiania szczeliny swietlnej lub wiazki linii réwnoleglych w polu widzenia okularu

powinna pozwalaé na ustawienie tej szczeliny lub linii w $rodku pola widzenia przy Jjednoczesnym
zapasie regulacji w obydwie strony.

Oznaczenia
Mikroskop powinien mieé trwale i widoczne oznaczenia:
1) nazwa lub znak wytworcy,
2) typ przyrzadu i numer identyfikacyjny.

- Na oprawach obiektywéw i okularu obserwacyjno-odczytowego powinny byé trwale oznaczenia

powigkszenia.

Charakterystyki metrologiczne

Bledy wskazai mikroskopu przy pomiarze parametru R_ nie powinny przekraczaé wartosci
obliczonych wedlug wzoru: £(0,03 R, +0,07 um), gdzie wartoéé parametru R, wyrazona jest
w mikrometrach.

. Bledy wskazafi mikroskopu przy pomiarze parametru R, nie powinny przekraczaé wartodci

okreslonych w ust. 1.

. Bledy wskaza mikroskopu przy pomiarze parametru § za pomoca okularowego urzadzenia

odczytowego nie powinny przekraczaé wartosci obliczonych wedtug wzoru: + (0,04 § + 0,1 pm),
gdzie warto§é parametru S wyrazona jest w mikrometrach.

- Bledy wskazati mikroskopu przy pomiarze parametru § za pomoca $ruby mikrometrycznej stolika

mikroskopu nie powinny przekraczaé +4 pm.

Warunki wlasciwego stosowania

Powierzchnia robocza stolika i inne powierzchnie nie zabezpieczone trwale przed korozjq powinny
by¢ przed uzyciem oczyszczone ze srodka ochronnego.

Na czas przechowywania powierzchnig roboczg stolika i inne powierzchnie nie zabezpieczone
trwale przed korozja nalezy pokry¢ cienks warstwg zmywalnego $rodka ochronnego.

- Czgsci wyposazenia mikroskopu powinny byé umieszczone w futerale.

Mikroskop powinien by¢ przechowywany w miejscu czystym i suchym, ostoniety pokrowcem.
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Dowody kontroli metrologicznej

§15.1. Dowodem kontroli metrologicznej mikroskopu, zgloszonego do uwierzytelniania na wniosek
Zainteresowanego, jest $wiadectwo uwierzytelnienia.

2, Termin, do ktérego mikroskop zatwierdzonego typu moze by¢ wprowadzony do obrotu lub
uzytkowania, okreslony jest w decyzji o zatwierdzeniu typu.

41

ZARZ'.ADZENIE NR 35
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR
Z dnia 26 marca 1996 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji sprawdzania mikroskopéw podwéjnych
do pomiaru chropowato$ci powierzchni.

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)

zarzadza sig, co nastgpuje:

§ 1. Wprowadza sig¢ instrukcj¢ sprawdzania mikroskopéw podwdjnych do pomiaru chropowatosci
powierzchni, stanowigca zatacznik do niniejszego zarzadzenia.

§ 2. Instrukcja sprawdzania okre§la metody sprawdzania zgodnodci wlasciwoséci mikroskopdw
podwéjnych do pomiaru chropowatosci powierzchni z wymaganiami przepiséw metrologicznych
o mikroskopach podwdjnych do pomiaru chropowatosci powierzchni wprowadzonych zarzadzeniem

nr 34 Prezesa Glownego Urzedu Miar z dnia 26 marca 1996 r. (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr 7,
poz. 40), zwanych dalej ,,przepisami o mikroskopach podwéjnych”.

§ 3. Zarzadzenie wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Prezes
Gléwnego Urzedu Miar

Krzysztof Mordzivski

Zalacznik do zarzadzenia nr 35
Prezesa Gléwnego Urzedu Miar
z dnia 26 marea 1996 r. (poz. 41)

INSTRUKCJA SPRAWDZANIA MIKRQSKOP()W PODWOJNYCH
DO POMIARU CHROPOWATOSCI POWIERZCHNI

Przedmiot sprawdzania

§ 1. Instrukcja dotyczy sprawdzania mikroskopéw podwoéjnych do pomiaru chropowatosei powierzchni
(typu Linnika lub Schmaltza), zwanych dalej ,,mikroskopami”.
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Przyrzady pomiarowe i urzadzenia pomocnicze
stosowane do sprawdzania
§ 2. Do sprawdzania mikroskopu potrzebne sa:

§ 3.1.

§ 4.

1)
2)

3)

4
5)
6)

7)

plytka wzorcowa o dlugosci nominalnej okoto 10 mm klasy. doktadnosci 2,

specjalny kreskowy wzorzec, zgodny z wymaganiami § 4 ust. 1 przepiséw o mikroskopach

podwdjnych,

wzorce kontrolne chropowatos’ci Jjedno- lub wielokreskowe typu A lub C o wartoscei glgbokosci

nieréwnosci [, w zakresie od 0,5 pm do ok. 60 um lub wzorce schodkowe utworzone z:

a) plytki interferencyjnej plaskiej o $rednicy 60 mm lub 80 mm klasy doktadnogci I,

b) plytek wzorcowych o stopniowaniu 0,001 mm kiasy doktadnoéci 0.

profilografometr stykowy,

liniat krawgdziowy klasy doktadnosci 0 o dtugosci co najmniej 150 mm,

kreskowy wzorzec diugoéci o: _

a) zakresie pomiarowym co najmniej 15 mm,

b) dzialce elementarnej o wartogci Imm,

¢) bledzie odleglosci dowolnej kreski wzorca od kreski poczqtkowe_; nie przelqaczamcym
+2 pm.

wzorce kontrolne chropowatosci wymienione w pkt. 3, dla ktérych dodatkowo wyznaczono

warto$¢ parametru S, i majace $wiadectwo uwierzytelnienia.

Warunkl sprawdzania

Sprawdzema mlkroskOpu nalezy dokonywaé w nastepujacych warunkach:

1)

_2)
3)

pomieszczenie, w ktérym dokonuje sig¢ sprawdzania, powinno by¢ jasne, czyste, odizolowane
od wstrzasow,

temperatura powietrza w pomieszczeniu powinna wynosi¢ (20 = 3) °C,
wzgledna wilgotno$é powietrza w pomjeszezeniu nie powinna by¢ wieksza niz 80 %.

Przed przystapieniem do sprawdzania nalezy:

D

2)
3)

przemy¢ gérna powierzchnig stolu pomiarowego odpowiednim rdzpuszczalnikiem i nastepnie
wytrze¢ do sucha czysta $ciereczka, :

usunaé pyt z powierzchni soczewek okulary i zewnetrznych soczewek obiektywdw,

usuna¢ thuste plamy i naloty na powierzchniach optycznych za pomoca odpowiedniego
rozpuszczalnika,

. Sprawdzany mikroskop oraz przyrzady pomiarowe stosowane do sprawdzenia powinny sie

znajdowa¢ w warunkach podanych w ust. 1 co najmniej przez 8 godzin przed rozpoczeciem
sprawdzenia.

Przebleg sprawdzanla

Sprawdzanie mikroskopu obejmuje kolejno nastepujace czynnosei:

1)
2)
3)

ogledziny zewnetrzne, _
sprawdzanie konstrukeji i wykonania, _
sprawdzanie charakterystyk metrologicznych.
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Ogledziny zewngtrzne

§ 5. Podczas ogledzin zewnegtrznych nalezy sprawdzié, czy:

1)

2)

wyposazenie mikroskopu jest kompletne,
mikroskop ma oznaczenia zgodne z wymaganiami § 12 przepis6w o mikroskopach podwéjnych.

Sprawdzanie konstrukcji i wykonania

§ 6. Podczas sprawdzenia konstrukcji i wykonania nalezy sprawdzié, czy:

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

9)

10)

oswietlacz mikroskopu jest ustawiony zgodnie z wymaganiami § 6 przepiséw o mikroskopach
podwdjnych,

na metalowych powierzchniach mikroskopu i wyposazenia nie ma zadrapanh, uszkodzen
i §ladéw korozji,

szkla optyczne nie majg nalotéw, zadrapan, pecherzy i rozklejeni utrudniajacych obserwacije,
kreski podziatek i ich oznaczenia liczbowe sa trwate, poprawne i czytelne,

ruchy wszystkich przesuwnych i obrotowych czeécei i zespoléw sa plynne, bez wyczuwalnych
luzéw i zacied,

$ruby zaciskowe i zaciski dzialaja poprawnie, umozliwiajac latwe unieruchomienie czedci
przesuwnych i obrotowych,

czgsci zdejmowane i wymienne pozwalaja si¢ latwo ustawiaé i zdejmowaé oraz pewnie
zamocowag,

obsada mikroskopéw o$wietleniowego i obserwacyjno-odczytowego lub glowica pomiarowa
przy wszystkich poloZeniach nie przemieszeza si¢ samoczynnie wzgledem kolumny pod
wplywem wlasnego ciezaru, '

§ruba nastawcza szczeliny $wietlnej lub réwnoleglych linii w polu widzenia pozwala na
uzyskiwanie szczeliny lub linii w $rodku pola widzenia przy jednoczesnym zapasie regulacji
w obydwie strony,

czesci mikroskopu nie sa namagnesowane; czedci wykazujace wlasciwosci magnetyczne nalezy
odmagnesowac.

Sprawdzenie specjalnego wzorca kreskowego

§ 7. Sprawdzenie wzorca kreskowego, o ktérym mowa w §4 ust. 1 przepiséw o mikroskopach
podwéjnych, dotaczonego do mikroskopu powinno by¢ przeprowadzone na stanowisku pomiarowym
przeznaczonym do sprawdzania kreskowych wzorcow dhugosci.

Wyznaczenie wartosci dziatki elementarnej podziatki okularowego urzadzenia odczytowego,

stosowanej przy pomiarze parametru S

§ 8.1. Wartoé¢ dzialki elementarnej podziatki okularowego urzadzenia odczytowego wyznacza si¢ dla
wszystkich par obiektywdw za pomoca sprawdzonego wczesniej specjalnego wzorca kreskowego.

2. Wyznaczenie warto$ci dzialki elementarnej podziatki okularowego urzadzenia odczytowego nalezy
przeprowadzié¢ w nastepujacy sposob:

D
2)

3)

umiesci¢ wzorzec kreskowy na stoliku pomiarowym mikroskopu i tubus ustawié tak, aby
w $rodku pola widzenia ukazat si¢ ostry obraz szczeliny swietlnej lub linii poziomych,

przemieszcza¢ wzorzec kreskowy na stoliku pomiarowym tak dlugo, az obraz kresek jego
podziatki bedzie prostopadty do obrzezy szczeliny,

obroci¢ okular obserwacyjno-odczytowy tak, aby kierunek przemieszczania $rodka krzyza
okularowego lub linii przerywanej byl rownolegly do obrzezy szczeliny lub linii poziomych,
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4)

3)

6)

7

wybraé na wzorcu kreskowym mozliwie duzy wycinek podziaiki tak, aby obraz kresek na tym

wycinku byt ostry i czytelny, _ )

obracajac bgben okulari doprowadzié srodek krzyza okularowegb lub pionowa linig
przerywana do symetrycznego pokrycia z jedna z kraficowych kresek wybranego wycinka
podziatki wzorca, ' '

odczyta¢ wskazanie a, w dziatkach elementarnych okularowego urzadzenia odczytowego
z dokfadnoscia do 0,1 czesci dzialki, ,
wskazanie &, odpowiadajace nastawieniu na druga kraficows kreske wybranego wycinka
wzorca kreskowego, nalezy odezytaé w sposéb opisany w pkt. 6. '

3. Wyzndczenie wartosci dziatki elementarnej podzialki okularowego urzadzenia odczytowego
przedstawiono na rysunkach: :

b

dla mikroskopu'Linnika lub Schmaltza - starego typu:

12 345 6 78
FLA TR T TN
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dia mikroskopu Schmaltza - nowego typu:

2)
- N
& b\
| |
r | :
(T
i |
| i ]
'
4. Wartoé¢ dziatki elementarnej e podziatki okularowego urzadzenia odczytowego, stosowane;j -
Przy pomiarze parametru S, wyrazona w pm, wyznacza si¢ wedlug wzoru: '
g = 11_(?)100 -m-A ,
7 % lai-bil
gdzie: . :
m - liczba dziatek elementarnych wybranego wycinka podziatki wzorca kreskowego,
A — wartoé¢ dziatki elementarnej wzorca kreskowego w mm,

a,b; - wskazania mikroskopu wyrazone w dziatkach elementarnych urzadzenia odczytowego,
n  — liczba pomiaréw. '
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5. Dla kazdej pary obiektywdw nalezy wyznaczyé dziatke elementarna okularowego urzadzenia

odczytowego w kilku miejscach zakresu podziatki tego urzadzenia.

6. Jako wartodé dziatki elementarnej podziatki okularowego urzadzenia odczytowego — stosowanej

przy pomiarach parametru S dla danej pary oblektywéw nalezy przyja¢ warto$é otrzymana zgodnie
Z wzorem podanym w ust. 4.

Wyznaczenie warto$ci dziatki elementarnej e, podziatki okularowege urzadzenia odczytowego,

§ 9.1.

§10.

§11.1.

stosowanej przy pomiarze parametru R, lub R, _
Wartos¢ dziatki elementarnej podziatki okularowego urzadzenia odczytowego ey, wyrazona w pm,
w zaleznosci od typu okularowego urzadzenia odczytowego nalezy wyznaczy¢ ze wzordw:

1)

—£s

erR="7,

2

gdzie:
eg  — warto$¢ dziatki elementarnej podziatki okularowego urzadzenia odczytowego, wyrazona
_ W pm, '
dla mikroskopu starego typu z krzyzem okularowym,
2) '

€
P

ﬁ 3
gdzie:

e;  — warto$é dziatki elementarnej podziatki okularowego urzadzenia odczytowego wyrazona
W \m,

dla mikroskopu nowego typu z przerywana linia okularowa.

. Warto$¢ dziatki elementarnej e, nalezy wyznaczy¢ dla kazdej pary obiektyw6éw mikroskopu.

Sprawdzenie jakosci obrazu szczeliny {ub wiazki linii réwnolegtych .

W celu sprawdzenia jakosci obrazu szczeliny lub w1qzk1 linii réwnoleglych i obrazu obserwowanej
powierzchni nalezy:

1) na stoliku pomiarowym przyrzadu ustawi¢ plytk¢ wzorcowa o diugoéci nominalnej okolo
10mm i nastawi¢ przyrzad tak, aby obraz powierzchni pomiarowej plytki wzorcowej
znajdowat si¢ w srodku pola widzenia okularu,

2) otrzymany obraz szczeliny lub wiazki linii. rownoleg%ych jak réwniez obraz powierzchni
pomiarowej plytki wzorcowej, powinien byé ostry w calym polu widzenia dla kazdej pary

obiektywow.

Sprawdzanie prostoliniowosci | rownoleglosci obrzezy obrazu szczeliny
lub wiazki linii réwnolegiych

Sprawdzenia prostoliniowodci i réwnoleglosci obrzezy obrazu szczeliny lub wiazki linii
réwnoleglych dokonuje si¢ obserwujac ich obraz przy najmniejszym powigkszeniu mikroskopu.

. Okular obserwacyjno-odczytowy nalezy ustawié tak, aby jedno z ramion jego krzyza lub linia

przerywana byly styczne do jednego, a nastepnie do drugiego obrzeza szczeliny lub kolejno do
wszystkich poziomych czarnych linii.

. Przy obserwacji wizualnej nie dopuszcza si¢ odchylen obrzezy szczeliny lub linii poziomych od

stycznej, poziomo ustawionej linii okularowe;j.

Nie dopuszcza sie wystgpowania zauwazalnej nieréwnoleglosci obrzezy szczeliny lub linii
poziomych.
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§12.1.

2.

§13.1.

§14.

Wyznaczanie bledéw wskazarn Srub mikrometrycznych
stolika pomiarowego

Bledy wskazan érub mikrometrycznych stolika pomiarowego wyznacza si¢ za pomoca wzorca
kreskowego dlugosci o zakresie co najmniej 15 mm i dzialce elementarnej o wartoécei 1 mm.

Sprawdzanie nalezy przeprowadzié w nastepujacy sposob:
1) umiescié wzorzec na stoliku pomiarowym tak, aby powierzchnia z podziatks byta skierowana
W strone pary obiektywow,

2) doprowadzié¢ do uzyskania ostrego obrazu powierzchni wzorca (widzianego w polu obrazu
szczeliny),

3)  przemiesci¢ wzorzec tak, aby jego kreski byty prostopadie do kierunku przemieszezenia stolika
Za pomocy sprawdzanej sruby mikrometrycznej,

4)  ustawi¢ $rube w polozeniu odpowiadajacym wskazaniu Zerowemu, ‘

5) jedna z kresek podziatki wzorca pokry¢ ze srodkiem krzyza w mikroskopie starego typu Iub
Z pionowo ustawiong kreske okularowa mikroskopu nowego typu,

6) przemieszczajac stolik wraz z wzorcem za pomocy sprawdzanej éruby, nalezy doprowadzié do
pokrycia kreski podziatki wzorca odpowiadajacej zadanemu przemieszczeniu $ruby ze
srodkiem krzyza lub pionowa kreska i przy tym ustawieniu odczytaé wskazanic $ruby
mikrometryczne;j.

- Réznica migdzy otrzymanym wskazaniem a diugoscia zastosowanego odcinka wzorca stanowi blad

wskazania sruby mikrometrycznej na sprawdzanym odcinku przemieszczania stolika.

Bledy wskazaf nalezy wyznaczy¢ dla obu érub mikrometrycznych stolika, w co najmniej trzech
réwnomiernie roztozonych punktach zakresu pomiarowego.

Sprawdzanie plaskosci powierzchni roboczej
stolika pomiarowego

Odchylenie od plaskos$ci powierzchni roboczej stolika pomiarowego mikroskopu nalezy wyznaczyé
przy zastosowaniu linialy krawgdziowego klasy doktadnosci 0, przyktadajac go krawedzig wzorcows
do sprawdzanej powierzchni w kilku przekrojach tej powierzchni i szacujac szerokosci otrzymanych
szczelin Swietlnych. '

Jako odchylenie od plaskosci sprawdzanej powierzchni nalezy przyja¢ najwicksza z uzyskanych
wartosci szerokosei szczelin Swietlnych. .

Sprawdzanie chropowatogci powierzchni roboczej
stolika pomiarowego

Sprawdzenia chropowatogci powierzchni roboczej stolika pomiarowego dokonuje sie za pomoca

- profilografometru stykowego, okreslajac warto$é parametru R, na dlugosci odcinka elementarnego

§15.1.

réwnej 0,25 mm.

Wyznaczanie charakterystyk metrologicznych

Wyznaczanie bledéw wskazar mikroskopu dia pomiaru parametru R,
w catym zakresie poemiarowym

Bledy wskazan mikroskopu wyznacza si¢ alternatywnie stosujac:
1) kontrolny wzorzec chropowatosci zgodnie z § 2 pkt 3 albo,

2)  wzorce schodkowe utworzone z plytek wzorcowych wedlug § 2 ust.1 pkt. 3 (z uwzglednieniem
ich poprawek), przywartych obok siebie do plaskiej plytki interferencyjnej w taki sposéb, aby
gorne powierzchnie pomiarowe tworzyly schodek, co przedstawia rysunek:
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Wysoko$§é
schodka H,,

2. Wzorcéw schodkowych nie stosuje sig do sprawdzania obiektywéw o powiekszeniu 60-krotnym
‘oznaczonym 60x.

3. Bledy wskazah nalezy wyznaczy¢ dla wszystkich par obiektywéﬁr, w co najmniej dwéch dowolnie
rozlozonych punktach zakresu pomiarowego dla danej pary, stosujac wzorce o glqbokoﬁc:ach
nieréwnosci H, dobrane wedlug tablicy:

Glebokos€ nieréwnodci H, wzorca
Obicktyw o powigkszeniu kontrolnego chropowatoéci
pm
5,9%i7x 10 +63
10,6% i 14x 63+20
18x 32+10
34,5%i30x 1,6 +3.2
60x 05+16

4. Stosujac wzorzec kontrolny chropowato$ci wielokreskowy, nalezy zmierzy¢é za pomoca
sprawdzanego mikroskopu warto$¢ parametru R, (odpowiadajaca wartosci H) tego wzorca na
dlugoédci odcinka elementarnego podanego w jego $wiadectwie uwierzytelnienia. Wykorzystujac
wzorzec jednokreskowy lub wzorzec schodkowy, nalezy zmierzy¢ gleboko$é nieréwnosci (rysy) lub
wysokos$¢ schodka H w wyznaczonym przekroju.

§16.1. Wyznaczajac bledy wskazan mikroskopu dla pomiaru parametru R, nalezy:

1) rozpoczaé pomiary dla pary obiektywdéw o najmniejszym powigkszeniu,

2) przygotowany wzorzec kontrolny chropowatosci lub wzorzec schodkowy umiescié na stoliku
pomiarowym przyrzadu,

3) tubus mikroskopu ustawi¢ tak, aby w srodku pola widzenia okularu obserwacyjno-odczytowego
ukazal si¢ ostry obraz szczeliny $wietlnej lub wiazki réwnoleglych linii poziomych
i powierzchni wzorca,

4) okular obréci¢ w obsadzie, ustawiajac jedno z ramion krzyza okularowego lub lini¢ przerywang
réwnolegle do obrzezy szczeliny lub linii poziomych, _

5) wzorzec kontrolny przemieécié i ustawic¢ na stoliku pomiarowym w taki sposdb, aby kierunek
nieréwnosci wzorca jednokreskowgo, wielokreskowego lub krawedzi schodka byt réwnolegly
do linii pionowej krzyza okularowego lub prostopadly do poziomo ustawionej linii
przerywanej,
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6) mikroskop ponownie nastawi¢ na ostry obraz jednego z obrzezy szczeliny i przez obrét bebna
okularu doprowadzi¢ linig pozioma krzyza okularowego lub lini¢ przerywana do pokrycia sie
z obrzezem szczeliny $wietlnej lub cieniem linii réwnolegltych odtwarzajacym obraz:

a) gladkiej powierzchni odniesienia wzorca jednokreskowego,
b) wierzchotkéw nierdwnosci wzorca wielokreskowego,
c) powierzchni jednej z plytek wzorcowych wzorca schodkowego,

7) odczyta¢ odpowiadajace temu nastawieniu wskazanie ¢ w dziatkach elementarnych
okularowego urzadzenia odczytowego z dokladnoscia do 0,1 czesci dziatki, _

8) doprowadzi¢ linie pozioma krzyza okularowego lub lini¢ przerywana do pokrycia z tym samym
obrzezem szczeliny $wietlnej lub cieniem linii w miejscu odtwarzajacym obraz weglebieri
nierdwnosci wzorca jednokreskowego, wielokreskowgo lub obraz powierzchni drugiej plytki
wzorcowe] wzorca schodkowego i odezytaé podobnie jak poprzednio wskazanie d.

Pomiary nalezy wykona¢ trzykrotnie przy tym samym nastawieniu mikroskopu, a nastepnie
powtérzyé je przy nowym nastawieniu na ostro$¢ obserwowanego obiektu.

. Wyznaczanie glebokosei nierdwnoscei:

1) warto$¢ mierzonej glebokosci nier6wnosci wzorca jednokreskowego lub wielokreskowego albo
wysokosci schodka H, wyrazona w pm, oblicza si¢ wedtug wzoru:

i |cr'"di|
H:Ith.eR,

gdzie :
¢,—d;— warto$¢ mierzonej glebokosci nierdwnosci wzorca jednokreskowego lub wielokres-
kowego albo wysoko$ci schodka w dziatkach elementarnych podzialki okularowego
urzadzenia odczytowego,
ep - warto$¢ dzialki elementarnej podziatki okularowego urzadzenia odczytowego dla
~ pomiaréw parametru R, w pm,
n - liczba pomiaréw (co najmniej # = 6).
2) wskazania mikroskopu przy pomiarach glgbokosci nieréwnosgci wzorca jednokreskowego lub
wielokreskowego albo wysokosci schodka przedstawiono na rysunku: '

a) starego typu:
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4.

§17.1.

b) nowego typu,

Blad wskazania mikroskopu przy pomiarze parametru R, dla okrelonej pary obiektywow
i okreslonego kontrolnego wzorca chropowatosci oblicza si¢ wedtug wzoru:

A=H-H, ,

w

A — blad wskazania mikroskopu, w um, -

H  —glebokoé€ nieréwnosci wzorca kontrolnego chropowatoéci wielokreskowego lub
jednokreskowego, albo wysoko$§¢ schodka, w jum, okreslona wzorem w ust. 4 pkt 1,

H, -rzeczywista glgboko$¢ nieréwnosci wzorca kontrolnego jednokreskowego Iub
wielokreskowego chropowatosci albo rzeczywista wysokos§é schodka, w pm, wedhug
swiadectwa uwierzytelnienia.

. Blad wskazania mikroskopu nie powinien przekraczaé wartosci obliczonych wedlug wzoru:

+(0,03 H, + 0,07 pm), gdzie H, jest rzeczywista wartoscia wzorca (moze to byé warto$é para-
metru R ), wyrazona w pm.
Wyznaczanie bledéw wskazan mikroskopu podwéjnego dla pomiaru parametru S
przy wykorzystaniu okularowego urzadzenia odczytowego
Bledy wskazan mikroskopu dla pomiaru parametru S przy wykorzystaniu okularowego urzadzenia

odczytowego nalezy wyznaczy¢é za pomoca wzorcéw kontrolnych chropowatosci, dla ktérych
okreslono (oprécz glebokosci nieréwnosci) $rednig odleglosé miedzy nieréwnosciami S,

. Bledy wskazaf nalezy wyznaczy¢ dla wszystkich par obiektywéw, wykonujac trzykrotnie pomiary

znanej odleglodci migdzy nieréwnosciami zastosowanego wzorca przy tym samym nastawieniu
mikroskopu, przy czym dla kazdej pary obicktyw6éw wystarczy okreslenie tego bledu w jednym
punkcie zakresu pomiarowego mikroskopu.

. Pomiary nalezy powtérzyé dwukrotnie przy nowych nastawieniach na ostrosé obrazu szczeliny

$wietlnej lub cienia linii, nie zmieniajac pofozenia wzorca kontrolnego chropowatosci.

Wartos¢ mierzonej odleglosci migdzy nieréwnosciami wzorca kontrolnego S, wyrazona w pm,
okresla wzor:

n
% |ei - fil
_ =l

=T s
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gdzie:

e,—f, ~ warto§¢ mierzonej odleglosci mi¢dzy nieréwnosciami wzorca kontrolnego
chropowatosci za pomoca okularowego urzadzenia odczytowego, w dziatkach
elementarnych tego urzadzenia,

e, — warto$¢ dziatki elementarnej podzialki okularowego mzqdzema odczytowego dla
pomiar6w parametru S, w JLm,

, n - liczba pomiaréw (co najmniej » = 6),
5. Blad wskazania mikroskopu przy pomiarze paramet:ru S dla okreélonej pary obiektywow

§18.

§19.

i okreslonego wzorca kontrolnego okresla si¢ wedtng wzoru:

o=5-5,,
gdzie:
6 - blad wskazania mikroskopu, w pm,
§ - wartos¢ odleglosci miedzy nieréwnoSciami wzorca kontrolnego chropowatosci
okreslona wedlug wzoru w ust. 4, w um,
S. ~—warto§¢ rzeczywista odleglosci miedzy nier6wnosciami kontrolnego wzorca

chropowatosci, w pm, wedlug $wiadectwa uwierzytelnienia.

. Blad wskazania mikroskopu przy pomiarze parametru S nie powinien przekraczaé wartosci

okreslonych wedlug wzoru: + (0,04 S, + 0,1 pum), gdzie S, jest rzeczywista wartoscia wzorca
wytrazona w mikrometrach.

Sprawdzania wymienione w § 12-14 i 17 moga byé pominigte podczas kontroli metrologicznych
innych niz zatwierdzanie typu.

Dokumentowanie wynikéw sprawdzania
Wyniki sprawdzenia mikroskopu nalezy odnotowaé w zapisce sprawdzania, ktora powinna zawieraé
CO najmnie;j:
1) numer zgtoszenia,
2) dane identyfikacyjne zglaszajacego,
3) typ przyrzadu i numer identyfikacyjny,
4) blad odleglosci dowolnej kreski specjalnego wzorca kreskowego od kreski poczqtkowe_],
5) oceng jakosci obrazu szczeliny i wiazki linii réwnolegtych,
6) btad wskazania mikroskopu przy pomiarze parametru R, dla okre§lonej pary obiektywdw,

7) blad wskazania mikroskopu dla pomiaru parametru S przy wykorzystaniu okularowego
urzadzenia odczytowego,

8) date sprawdzenia,
9) nazwisko sprawdzajacego.
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ZARZ'ADZENIE NR 36
PREZESA GLOWNEGO URZEDU MIAR
z dnia 26 marca 1996 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji sprawdzania plyt pomiarowych
z zastosowaniem poziomnicy.

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz. 248)
zarzadza sig, co nastgpuje:

§ 1.

§ 2.

§ 3.

§ 1L

§ 2.1.

§ 3.1.

Wprowadza si¢ instrukcje sprawdzania plyt pomiarowych z zastosowaniem poziomnicy, stanowiaca
zalacznik do niniejszego zarzadzenia.

Instrukcja sprawdzania okresla metody sprawdzania zgodno$ci whasciwosci plyt pomiarowych
z zastosowaniem poziomnicy z wymaganiami przepiséw metrologicznych o plytach pomiarowych,
wprowadzonych zarzadzeniem nr 28 Prezesa Gléwnego Urzedu Miar z dnia 26 marca 1996 r.
(Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr 7, poz. 34), zwanych dalej ,,przepisami o ptytach”.

Zarzadzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dui od dnia ogloszenia.
Prezes
Giéwnego Urzedu Miar
Krzysztof Mordzinski

Zalgcznik do zarzadzenia or 36
Prezesa Glownego Urzedu Miar
z dnia 26 marca 1996 r. (poz. 42)

INSTRUKCJA SPRAWDZANIA PLYT POMIAROWYCH
Z ZASTOSOWANIEM POZIOMNICY

Przedmiot sprawdzania

Instrukeja dotyczy sprawdzania plyt pomiarowych zeliwnych i granitowych klasy doktadnosci 1, 2
i 3, zwanych dalej ,,plytami”.

. Instrukcja powinna by¢ stosowana tacznie z instrukcja sprawdzania ptyt pomiarowych, wprowa-

dzona zarzadzeniem nr 29 Prezesa Gtéwnego Urzedu Miar z dnia 26 marca 1996 r. (Dz. Urz. Miar
i Probiernictwa Nr 7, poz. 35), zwanq dalej ,,instrukcja ogdlna sprawdzania phyt”.

Przyrzady pomiarowe i urzadzenia pomocnicze
stosowane do sprawdzania

Do sprawdzania piyty potrzebne sa przyrzady pomiarowe i urzadzenia pomocnicze wymienione
w § 2 instrukcji ogélnej sprawdzania phyt.

. Zaleca sig stosowanie poziomnicy elektronicznej lub koincydencyine;j.

Warunki sprawdzania

Plytg nalezy sprawdzaé w warunkach podanych w § 3 instrukcji ogélnej sprawdzania plyt.
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2. Plyta jest wypoziomowana, gdy przemieszczenie pecherzyka poziomnicy wzgledem polozenia
zerowego, mierzone w $rodku plyty, nie przekracza dwoéch dzialek elementarnych podziatki;
w pozostalych miejscach plyty pecherzyk powinien sie znajdowaé w zakresie podziatki poziomnicy.

3. Do sprawdzania plyty nalezy przystapi¢ po upljrwie co najmniej 24 godzin od chwili regulacji jej
poloZenia.

Przebieg sprawdzania
§ 4.1. Sprawdzanie plyty obejmuje nastgpujace czynnosci:
1) ogledziny zewnetrzne,
2) sprawdzenie materiatlu, konstrukcji i wykonania,
3) sprawdzenie charakterystyk metrologicznych,
4) ustalenie klasy doktadnosci plyty.
2. Czynnosci wymienione w ust. 1 nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja ogdlng sprawdzania plyt.

3. Wyznaczanie odchylenia od plaskosci calej powierzchni pomiarowej i powierzchni pomiarowej
czastkowej plyty nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z instrukcja, uwzgledniajac wymagania zawarte w
§10 is11 instrukcji ogélnej sprawdzania plyt.

Wyznaczanie odchylenia od plaskoéci cate] powierzchni pomiarowej

§ 5.1. Wyznaczanie odchylenia od plaskosci catej powierzchni pomiarowej plyty polega na wyznaczeniu
odchylen od prostoliniowosci dla poszczegétnych przekrojow plyty, tworzacych jedna z siatek
podanych w § 10 ust. 2 instrukcji ogélnej sprawdzania plyt.

2. Zaleca si¢ dla uproszczenia obliczef przyjaé siatke skladajaca sie z kilku przekrojéw wzdluznych
(minimum trzy przekroje), réwnoleglych do dhuzszego boku plyty, i co najmniej jednego przekroju
poprzecznego, ktorego kolejne punkty pomiarowe pokrywaja si¢ z punktami poczatkowymi kazdego
z przekrojow wzdhuznych, jak przedstawiono na rysunku:

— L >
a LN
—P
+ x E
D
m| & C
i B
Y * A
[ ke
R
[~
0 1 2 3 4 5 6
L - dlugosé phyty,

LN — dtugo$é siatki punktéw pomiarowych,
B - szercko$t plyty,

BN — szerokost siatki punktéw pomiarowych,

a, b — strefy obrzeza,

t,=1,=t — odleglo$é miedzy punktami pomiarowymi w przekrojach wzdluznym i poprzecznym,
0,1,2,.. — oznaczenie punktéw pomiarowych w kazdym przekroju wzdiuzoym,
A, B, C, ... — oznaczenia kolejnych przekrojéw wzdluznych i jednoczesnie oznaczenia punktéw pomiarowych
przekroju poprzecznego,

0 — oznaczenie przekroju poprzecznego.



239

DZIENNIK URZEDOWY MIAR I PROBIERNICTWA Nr 796 poz. 42

§ 6.1

§ 7.

. Minimalna liczbe punktéw pomiarowych dla kazdégo przekroju nalezy przyjaé zgodnie z § 10 ust. 4

instrukeji ogdlnej sprawdzania plyt.

Po ustaleniu liczby przekrojéw i liczby punktéw pomiarowych nalezy na kartce papieru narysowaé
plan powierzchni pomiarowej plyty z siatka punktéw pomiarowych zgodnie z ust. 2.

. Na powierzchniach bocznych plyty nalezy nanie$¢ znaki odpowiadajace polozeniu przyjetych

przekrojéw i punktéw pomiarowych.

Na powierzchni gérnej przymiaru kreskowego lub przymiaru sztywnego koncowo-kreskowego
nalezy nanie$¢ znaki odpowiadajace ustalonej odlegtosci ¢ miedzy punktami pomiarowymi,

Przymiar kreskowy lub przymiar sztywny koncowo-kreskowy nalezy polozyé na plycie tak, aby
powierzchnia boczna tego przymiaru byta réwnolegla do pierwszego przekroju wzdtuznego i mogta
by¢ zastosowana jako prowadzenie mostka pomiarowego lub liniatu sinusowego do ustawiania
poziomnicy.

. Odlegtosé migdzy watkami lub wahliwymi podporami mostka pomiarowego lub liniatlu sinusowego

powinna byé réwna przyjetej odleglosci ¢ migdzy punktami pomiarowymi.

. Mostek pomiarowy lub linial sinusowy z zamocowang na nim poziomnica naleZy ustawié¢ na

pierwszym odcinku, ograniczonym punktami pomiarowymi 01, pierwszego przekroju wzdluinego
(oznaczonego literg A) i odczyta¢ wskazanie poziomnicy @, z uwzglednieniem znaku.

. Po odczytaniu wskazania poziomnicy ¢; mostek pomiarowy lub linial sinusowy z poziomnicg

nalezy ustawia¢ kolejno na nastgpnych odcinkach sprawdzanego przekroju (ograniczonych punktami
pomiarowymi 1-2, 2-3, itd.) i odczytywaé odpowiadajace tym ustawieniom wskazania poziomnicy
a,.

. W przypadku zastosowania poziomaicy cieczowej wskazanie @, nalezy przyja¢ jako s$rednig

z przemieszczenia a, lewego konca pecherzyka i przemieszczenia b, prawego korica tego pecherzyka
wzgledem zerowych kresek podzialki ampulki, umieszczonych symetrycznie na §rodku amputki.
Przemieszczenie lewego kofica pecherzyka a; nalezy okresli¢ w stosunku do lewej zerowej kreski
podziatki, a przemieszczenie prawego korica pecherzyka b, — w stosunku do prawej kreski. Przy
przemieszczaniu konica pgcherzyka w prawo od kreski nalezy odczyta¢ wskazanie ze znakiem plus,
a w lewo — ze znakiem minus. Wskazania nalezy odczytywac do 0,1 dzialki elementarnej.

Czynnosci opisane w ust. 1-5 nalezy powtorzy¢ dla pozostatych przekrojow plyty.

Po wykonaniu pomiaréw ¢, nalezy dla kazdego przekroju obliczy¢ odleglosci ¢, punktéw krzywej
profilu od prostej poziomej przechodzacej przez punkt poczatkowy sprawdzanego przekroju
W nastepujacy sposob:

1) obliczy¢ roznice wysokoéci migdzy kolejnymi punktami pomiarowymi A, , w um, wedhg

wzoru:
h=Cuea,
gdzie:
C - stala poziomnicy, w um,
o, — wskazania poziomnicy, w dziatkach elementarnych,
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2) obliczy¢ stata poziomnicy C wedlug wzoru:

C=48-10"1-5 b C=1¢-1,,

gdzie:
t — odleglos¢ migdzy punktami pomiarowymi, w mm,
T,  — warto$¢ dziatki elementarnej poziomnicy, w ” (sekundach),

%,  — wartos¢ dzialki elementarnej poziomnicy, w mm/m,
3) przyjac ¢,=0,
4) obliczy¢ g,, w pm, wedlug wzoru:

n
q:i =2 h .
: =1
§ 8. Otrzymane wyniki pomiaréw dla kazdego przel'(roju plyty nalezy zapisywaé w sposéb przykladowo
przedstawiony w tablicy:
Ré:imica wysokosci Odleglosei
Wskazanie poziomnicy miedzy kolejnymi | punktéw krzywej
' punktami profilu od prostej
Oz::g’fnzf;i;g’;;m lewy koniec prawy koniec pomiarowymi poziome;
pecherzyka pecherzyka _at+h — . =3
% b, % = 2 h=Cq % igl'h‘
dzialka elementarna pm
A0 - - - - 0
Al +2.4 +2,6 +2.5 +5 +5
A2 -04 -0,6 0,5 -1 +4
A3 +2.8 +3,2 +3,0 +6 +10
A4 038 -1,2 -1,0 -2 +8
£=100 mm
C=48-10"- 1 5 : =&
C=2pm

§ 9. Odlegloici g, punktéw krzywej profilu od prostej poziomej, obliczone wedhig § 7, dla wszystkich
przekrojow wzdluznych i jednego poprzecznego, nalezy zapisaé w siatce punktéw pomiarowych
odpowiadajacej tym przekrojom w sposdb przykladowo przedstawiony na rysunku:

Przekréj Przekroje wzdhuzne {(pm)
poprzeczny >
+4 0 -1 +5 0 +2 C
+7 0 -5 -2 0 -2 B
0 0 +5 +4 | +10| +8 A
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§10.1.

§11.1.

§12.1.

Na podstawie obliczonych odleglosci ¢, punktow krzywej profilu dla wszystkich przekrojow
wzdluznych i jednego przekroju poprzecznego nalezy utworzyé model matematyczny sprawdzanej
powierzchni pomiarowej plyty w stosunku do plaszczyzny poziomej przechodzacej przez punkt AO.

- W tym celu nalezy do siatki ptyty wpisa¢ uzyskane wartosci g,dla przekrojéw A i 0. Wartoéciom g,

pozostatych przekrojow wzdluznych, przyjmowanym podczas pomiaru jako wartodci zerowe, nalezy
przypisa¢ warto$ci odpowiadajace odleglo$ciom odpowiednich punktéw przekroju poprzecznego.
Przyjete wartosci poczatkowe przekroju wzdluznego (poza przekrojem A) nalezy uwzglednié przy
okreslaniu odleglosci pozostatych punktéw pomiarowych odpowiednich przekroj6w wzdluznych od
przyjetej plaszczyzny odniesienia dodajac je algebraicznie do wartosci ¢, ¢,, ..., ¢; kolejnych
przekrojow wzdhiznych; otrzymane wartosci wpisaé do siatki plyty w sposéb przyktadowo
przedstawiony na rysunku:

Model matematyczny sprawdzanej powierzchni pomiarowej plyty, zawierajacy odleglodci z,
wszystkich # punktéw pomiarowych tej powierzchni od poziomej plaszczyzny przechodzacej przez
punkt AO, stanowi podstawg do wyznaczenia odchylenia od plaskosci metoda graficzna lub
analityczna.

. Zaleca si¢ stosowa¢ metode analityczng do okreslenia plaszczyzny $redniej, bedacej plaszczyzna

odniesienia przy wyznaczaniu odchylenia od plaskosci, przy zastosowaniu elektronicznej techniki
obliczeniowe;j.

. Plaszczyzna $rednia powinna by¢ usytuowana tak, aby suma kwadratéw odchylef punktdéw

pomiarowych sprawdzanej powierzchni od tej plaszczyzny byta najmniejsza.

Odchylenie od plaskosci sprawdzanej powierzchni pomiarowej plyty w stosunku do plaszczyzny
sredniej nalezy wyznaczy¢ w nastgpujacy sposob:

1) przedstawi¢ model matematyczny sprawdzanej powierzchni jako zbidér punktéw
w przestrzennym ukladzie wspélrzednych, wktérym kazdy punkt tego modelu jest
feprezentowany przez wspélrzedne poziome x, 1 y; oraz wspélrzedna pionowa z, , zgodnie z § 10
ust. 2 (rysunek), :

2) wyrazi¢ wspélrzedne x, y, 1 z;, w jednakowych jednostkach dlugosci, np. w mm; jezeli
odleglosci migdzy punktami pomiarowymi sa réwne (¢, = ¢, = ) mozna jako wspotrzedne x,1 y,
przyjaé wielokrotnosei # (tj. 0, 1, 2, ...}, a rzedne z, zapisaé bezposrednio w pm,
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3)

4).

5)

6)

preyjac, ze rzgdne z', okreflaja odlegtosci punktéw plaszczyzny $redniej, odpowiadajace
kolejnym punktom pomiarowym, od plaszczyzny poziomej przyjetej jako odniesienie dla
modelu matematycznego,

obliczy¢ kolejno rzgdne z*, wedtug wzoru:

Zj=A-x;+B-y;+C,

gdzie stale 4, B i C oznaczaja zaleznosci miedzy wyznacznikami D, D,, Dy i D, wedhg
WZOrOw: ;

_Ds

AD’

D

B=D’

=Dc
c==,

obliczy¢ wartosci wyznacznikéw D, D,, D, i D, wedtug wzoréw:

n n i1 2 M n H
—— 2,5 3,2 _ v . N YIRS
D=n [’_gx,igy, _(’:Ix, y.) ]+2 (igx,gy,rgx, y,)+

2 ' 2
el 2% 2 (3.
(!_Elxl) ,Elyl ;E]x' (’.:1}’:) L]

n n 1]

il
X Vi X Zit X X Ly 2';')"‘
=1 Bl = A

=

Dy=n- (" y,zf‘. x; ‘Zi—i Xi -y.--f:y.--ZaJHEyf : (
=7 i =1 =1 =1

n " n o, n 24
"_E xp X Z:-Zy; —(Ey;) D X;-Zi ,
=1 =1 F=1 =1 =1

n n n

R n
Dp=n- (i xrzi Vi z2i—X X 'J’i'i X;- Zi)h% X+ ( YL xi 2zt X 20 X X -yf)+
=1 e = =1 i=1 17 il =

i=

H 2 n n n n 2
—(_}: x.-) Sya-Eydasa?,
=1 =1 =1 =1 =1

n 2 n n ) n n R n n n n
De=Zxi (Xz+Zy;i~Zyr T yi-z; XX Yi- | ZXr X Vi zit L Vi X X 2 |+
=t P = RO = A = =l P | P g =

n M 2 n n n 2
“XxrXyiXxi-zimX g | Nxieyi |,
= S = Al s

okresli¢ kolejno odleglosci AE, punktéw modelu matematycznego sprawdzanej powierzchni od
plaszezyzny $redniej wedlug wzoru:

AE‘,-'=z,-—zf N
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7) okresli¢ AE} . i AE| ;. ,
8) obliczyé odchylenie od ptaskoéci Ap jako sume bezwzglednych warto$ci wedtug pkt 7:

Ap = |AE | + |AE | -

2. W celu sprawdzenia poprawnosci obliczen nalezy zsumowaé uzyskane wartosci AE,, okreslone
wedtug ust. 1 pkt 6; warto$¢ tej sumy powinna by¢ bliska zeru.

3. Wyniki obliczen odchylenia od plaskosci metoda analityczng nalezy zapisywaé w sposéb
przykladowo przedstawiony w tablicy:

My X, ¥ z, x? v} XV, ¥z X, 2, z" AE!
pomiarowe
pm pm pm
1 3 4 5 6 7 8 9 10 ii

A0 2 0 0 4 0 0 0 +3,57 | 3,57
Al 1 2 +5 1 4 2 +5 +10 +4.47 | +0,53
A2 2 2 +4 4 4 4 +8 +8 +5,37 | -1,37
A3 3 2 +10 9 4 6 +30 +20 +6,27 | 43,73
A4 4 2 +8 16 4 8 +32 +16 +7,17 | +0,83
B0 0 1 +7 0 1 0 0 +7 +3,47 | +3,53
Bl 1 2 +2 1 1 i +2 +2 +4,37 | 2,37
B2 2 1 +5 4 1 2 +10 +5 +527 | 0,27
B3 3 1 +7 9 1 3 +21 +7 +6,17 +0,83
B4 4 1 +5 16 1 4 +20 +5 +7,07 | 2,07
Co 0 0 +4 0 0 0 0 0 +3,37 | +0,63
C1 1 0 +3 1 0 0 +3 0 +4,27 | -1,27
C2 2 0 +9 4 0 0 +18 0 +5,17 | +3,83
C3 3 0 +4 9 0 0 +12 0 +6,07 | 2,07
Cc4 4 0 +6 16 0 0 +24 0 +6,97 | 0,97
n 30 [ 15 +79 90 25 30 +185 +80 - 0,05

A=22_2050 04 n=15 zZ=A-x+By+C

AE/ =z,—2
B=22- 480,
Ap = |AE | + |AE
c=Dc 1510 _4 4,

D 4500 Ap=(]+3,83| +|-3,57) um = 7,4 um

§13. Jezeli do wyznaczania odchylenia od plaskosci calej powierzchni pomiarowej plyty stosuje sie
poziomnicg elektroniczna i specjalistyczne oprogramowanie komputerowe, nalezy postgpowaé
zgodnie z § 5 i 6 niniejszej instrukcji, a obliczenia wykonaé zgodnie z instrukcja obstugi poziomnicy
i komputera.
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Wyznaczanie odchylenia od ptasko$ci powierzchni pomiarowej czastkowej

§14.1. Odchylenie od'plaskoéci powierzchni pomiarowej czastkowej nalezy wyznaczyé zgodnie z § 12
instrukcji ogélnej sprawdzania plyt i § 5-12 niniejszej instrukcji.

2. Dopuszcza si¢, aby minimalna liczba pﬁnktéw pomiarowych dla kazdego przekroju wzdtuznego oraz
przekroju poprzecznego plyty wynosita 5.

Dokumentowanie wynikéw sprawdzania

§15. Wyniki sprawdzenia plyty nalezy odnotowaé w zapisce sprawdzania zgodnie z § 15 instrukcji
og6lnej sprawdzania plyt.
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